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URUN TANIMI - FADOS9F1 ARIZA TESPIT & OSILOSKOP

Prot Ar - Ge Endustriyel Proje Tasarim Teknolojik Ar - Ge Ltd. Sti.” nin FADOS9F1 Ariza Tespit
& Osiloskop Cihazi tiim elektronik kartlarin arizalarini tespit etmek icin tasarlanmistir.
FADOSO9F1 PC tabanh VI Test Voltaj — Akim Analiz cihazidir.

Akim - Gerilim Analizi (Analog Sinyal Analizi) elektronik kartlara enerji (power) verilmeden
yapillan bir testtir ve elektronik kartlardaki arizlarin giderilmesinde kullanilir. FADOS9F1
elektronik kart Uzerindeki dokunulan noktaya seri direnc lzerinden akimi sinirlandiriimis sinds
sinyali uygulayarak calisir ve Voltaj - Akim grafigini bilgisayar ekraninda gosterir. Bu 0zelliklere
ek olarak, bilgisayar yazilimi Voltaj - Akim grafigini analiz ederek; dokunulan noktanin es deger
devre semasini ve elektronik komponentlerin degerlerini gosterir ve bu 6zellikler kullaniclya

arizalari daha kolay bulmasi igin bilgi vermek amaghdir.

Cift Kanal VI test ozelligini kullanarak; saglam ve arizali (veya siipheli) elektronik kartlari ayni
anda ayni noktalarina dokunarak karsilastirma yapilabilinir ve tolerans digi arizalar kolaylikla
tespit edilir. Tim VI grafikleri yazilim tarafindan 2,5 mV hassasiyetle ve 720 farkli noktanin

analizi yapilarak karsilastirilir. Bu nedenle FADOSOF1 ¢ok hassastir.

Kayit 6zelligi sayesinde saglam elektronik kartin ézellikleri (VI grafigi, es deder devre semasi ve
elektronik komponentlerin degerleri) bilgisayarin hard diskine kaydedilir ve bu noktalar referans
alinarak arizali veya arizali oldugundan siiphe ettiginiz elektronik kartlarla hassas, kolay ve hizli
bir sekilde karsilastirma yapilabilinir. Ayni zamanda kaydettiginiz noktayi elektronik kartin
fotografinda segebilirsiniz. Bu sayede; hafizadan karsilastirma yaparken; kayith noktay! fotograf

Uzerinde gorebilirsiniz.

Karsilastirma yaparken, yaziim uyumlu ve uyumsuz olan grafiklere farkli sesler vermektedir. Bu
sayede; surekli ekrana bakmadan sadece sese odakli hizli bir sekilde karsilastirma yapilabilinir.

Kullanici elektronik kartlan 3 farkl ayarda ayni anda karsilastirma yapabilir.

Bu dzelliklere ek olarak FADOS9F1 VI Test Cihazi; Cift Kanalli Osiloskop, Kare Dalga Uretici ve
Analog Voltaj Cikisi olarak ta kullanabilinir. Kare Dalga Sinyal Cikigi ile elektronik karta sinyal

uygulanir ve diger kanallar cikis sinyalleri osiloskop ekraninda gordlebilinir.

FADOS9F1 ‘de FADOS7F1’e ek olarak 2 benzersiz 6zellik daha eklenmigstir. Bu dzelliklerden ilki
“Programlanabilinir DC Gili¢ Kaynagi”; 0-16V ve 20-1500mA arasinda ayarlanabilir gl cikis
sayesinde; elektronik kartlarin beslemelerinin DC Voltaj/Akim grafigini olusturur. Ikinci dzellik ise
"IR uzaktan sicaklik élgimi probu” bu sensér elektronik devrede fazla akim ¢ekmesi sonucu
Isinan komponentlerin tespitinde kullanilir. Bu iki 6zellik birlikte kullanilarak bazi arizalar bulma

2



suresinde 5-10 kat azalma olmasi mimkindir. Bu 6zellikler ariza tespitinde yeni bir teknik

olarak kullanilabilir.

Teknisyenler, mihendisler ve elektronik kart tamirini hobi olarak yapanlar; elektronik kartlarin
arizalarini bulmak ve tamir etmek icin VI grafigini etkili ve verimli bir yontem olarak gorirler. VI
grafiklerini karsilastirma metodu kolaylkla kullaniciya arizali bdlgeyi ve komponenti bulma
konusunda bilgi verir. VI grafiklerinde biraz deneyim kazandiktan sonra; FADOSOF1'i
vazgecemeyeceginiz bir elektronik ariza tespit cihazi olarak goreceksiniz. Kullanimi oldukca

basittir ve karsilastirma yapmadan sadece grafiklere bakarak arizalari bulabileceksiniz.

FADOSOF1 kullanarak elektronik kartlari test ettiginiz zaman, elektronik kartlara ener;ji
vermeyeniz ve kart Uzerinde yilksek voltajli kondansatérleri desarj ediniz. FADOS9F1 cihaz

elektronik karta herhangi bir zarar vermez.
NOT: Kullanma kilavuzundaki ekran gériintiileri Ingilizce Program’ a aittir.
Kullanim Alanlari

ECU Otomotiv elektronik kartlar, servo - step motor surticlileri, medikal ve askeri elektronik
cihazlarin kartlari, bilgisayar - laptop ve monitdr devreleri, televizyon - radyo elektronik kartlari,
oto elektronigi, tekstil ve diger Uretim makinelerin elektronik kartlari, cep telefonlari vb. (tim

elektronik kartlarda)

Elektronik Komponent Test: Direncgler, Kondansatorler, Bobinler, Diyotlar (Genel amagl
diyotlar, Zener ve Yiksek voltajli diyotlar vs.), Transistorlar (NPN, PNP, JFET, MOSFET vs.),
SCR, Triak, Optokuplor, Entegreler (Dijital, Analog) vs. (Tum elektronik komponentleri test

eder.)

Benzersiz Ozellikleri

Programlanabilinir DC Giic Kaynadi, IR Sicaklik Probu (Sicaklik Test), Dokunulan

noktanin esdeger devresini cizmesi ve malzeme degerlerini gostermesi benzersiz
ozelliklerdir ve baska hicbir iiriinde yoktur. Ornek olarak bir kondansatére paralel direng

varsa bunlari paralel olarak devre semasini ve her ikisinin de dederini ayni anda kullaniciya

gosterir.

“Programlanabilinir DC Gli¢ Kaynagi”; 0-16V ve 20-1500mA arasinda ayarlanabilir giic cikisi
sayesinde; elektronik kartlarin beslemelerinin DC Voltaj/Akim grafigini olusturur.
"IR uzaktan sicaklik élgimu probu” bu sensor elektronik devrede fazla akim gekmesi sonucu

Isinan komponentlerin tespitinde kullanilir.



GUVENLIK

1-

2-

3-

4-

Kullanicilar asagidaki kullanim kurallarini uymalidirlar.

Elektronik kartin sasesi izole ve topraklanmis olmalidir. Probun sasesini baglayacaginiz
noktanin bilgisayarinizin toprak baglantisi ile ayni olmasina, potansiyel fark olmamasina
dikkat ediniz. Ozellikle fabrika ortamlarinda bazi kisimlarda topraklama yapilmadan toprak
baglantisi nétre baglandigi icin farkl prizlerdeki toprak noktalari farkli potansiyelde
olabilir. Bu durumda cihazin sasesi ve bilgisayar lzerinden akim akar. Bu akim duslk
olursa grafiklerin gorlintii kalitesini bozar. Yiiksek akim cihaza veya bilgisayara zarar
verebilir. Topraklamadan emin degilseniz saseyi takmadan 6nce 10X kademesinde prob

ucu ile o noktanin potansiyelini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Osiloskop kisminda probun 1X konumu %5 V, 10X konumu %50 volta kadar olger.

Yuksek gerilimli devreleri 6lgmeniz tavsiye edilmez.

FADOSOSF1 elektronik kartlara enerji vermeden test eder. Testten dnce; elektronik kart

Uzerindeki yuksek voltajli kondansatérleri desarj etmelisiniz.

Kullanicilar elektronik kartlari tamir konusunda biraz deneyime sahip olmalidir. Test
esnasinda ylksek voltajli, ground’ 1 (sasesi) izole olmayan yerlere dokunmayiniz ve
yliksek voltajli kondansatérleri desarj etmeden test etmeyiniz. Eger elektronik kart tamiri
konusunda deneyiminiz yoksa yliksek voltajdan uzak durunuz, yiksek voltaj sisteme ve

size zarar verebilir.

Problardan yiksek voltaj verilmesi; problarin seri direnglerine zarar verir ve acik devre
olusmasina neden olur. Bu durumda; bilgisayarin USB portu zarar gorebilir fakat

bilgisayarin diger parcalari zarar gérmez.



FADOS9F1 PERFORMANSI VE OLGUM TOLERANSLARI

1- FADOS9F1 Cok fonksiyonlu bir Akim-Gerilim (VI) Test cihazi ve osiloskop olarak
tasarlanmistir. Baslica 6zelligi VI Test cihazi olmakla birlikte, bu 6zelligin kullanimi
esnasinda ek o6zellik olarak, bilgisayar yazihmi VI Grafiginin analizini yaparak dokunulan
noktanin esdeder devre semasini ekranda goOsterir ve bu semadaki malzemelerin
degerlerini belirli toleranslar icinde gosterir. Esdeder devre semasi ve degerler kullaniciya

bilgi vermek amaclidir. Dogrudan 6l¢im cihazi olarak kullanima uygun degildir.

2- Esdeger devre semasi cizimi bilgisayar yazilimi tarafindan matematiksel fonksiyon ve
formilleri kullanarak gergeklestigi icin seyrek de olsa hata yapma olasiligi vardir. Bu
olasilik disaridan uygulanan elektromanyetik alanlarin olusturdugu parazitlenme ile daha
fazla arttigi gozlenmistir. Yapilan EMC Testlerinde 3V/m ve 80MHz-1GHz araliginda
kondansatérde %1, Direncte %3, Diyotlarda %1 civarindadir. Bazi hizlh diyotlar baz
frekanslarda dogal salinim yaptiklari igin cihaz tarafinda ‘aktif nokta’ olarak algilanabilir.

VI Grafiginin degisim orani: < % 1.

3- Malzeme Deger Olciim Toleranslari:

Direng: %2

e Kondansator: %3

« Diyot Iletim Voltaji: 0,1V

e Direng, Kondansator Paralel: Direng:%4, Kondansator: %5
e Diyot, Direng Seri: %4

e 1 Diyota Paralel Direng: %3

e 2 Diyota Paralel Direng: %10

Not 1: Bu toleranslar direng egrisinin yatay eksene 10 - 80 Derece arasi a¢l yapmas! halinde
gegcerlidir. Direng egrisi yatay eksene yakinsa ‘Disik Akim’ kademesi secilir, dikey eksene

yakinsa ‘Orta Akim’ kademesi secilerek hata orani azaltilir.

Not 2: Bu toleranslar kondansatér elipsinin en/boy orani 1/4 den klicliik olmamasi halinde
gegerlidir. Bu oranti daha kiglikse ince uzun elips olmasi halinde akim kademesi ve/veya

frekans degistirilerek malzemeye uygun kademe segilmelidir.

4- Osiloskop voltaj 6élciim toleransi: % 0,5.



URUN VE iCERIGI

1 FADOS9F1

1 Yazilim CD and Kullanma Kilavuzu (Pdf)
1 IR Sicaklik Probu

2 Osiloskop Prob

1 USB Kablosu

1 DC Kablosu

1 Glc Adaptori

1 FADOS9F1 El Cantasi

Resim 1: FADOS9F1 Set (FADOS9F1 ilk modelinin gorselidir).




FADOS9F1 TEKNiK OZELLIKLERI

A- ARIZA TESPIT OzZELLIiGI

Voltaj Kademeleri : 21V, £3V, 26V, £12V, £24V

Direng Kademeleri : Distik 47KQ, Ortal 3,5KQ, Orta2 7002, Yiiksek 2509

Frekans Kademeleri £6V icin: Cok Diisiik Frekans 12,16 Hz
Diislik2 Frekans 16,85 Hz
Diislik1 Frekans : 20,56 Hz
Test Frekans : 54,82 Hz

Frekans Kademesi £1V igin : Yiiksek Frekans (Distik Bobin) 17,81 KHz

Frekans Kademesi 3V igin : Yiiksek Frekans (Dusiik Kapasitor) 12,23 KHz

Kanal Sayisi : 2 (Kanal 1 ve Kanal 2)

Tarama Modu : Maniel ve Otomatik. Otomatik segim adimlan Voltaj, Akim

ve Frekans.
Diger Ozellikler : 1: Esdeger devre semasi.

2: Direng, kondansator, diyot élgimii.
3: Datalan kaydetmek ve hafizadan karsilastirmak.

4: Farkli ayardaki 3 grafigi ayni anda gosterimi.

B- GUC — IR SICAKLIK OZELLIGI:

DC Gii¢ Kaynagi : 0-16V 20-1500mA arasinda ayarlanabilinir gig gikisi.
IR (Infrared) Sensor : Oda sicakhdina gére 0-120 derece arasindaki farklligi
Olger.
C- PC OSILOSKOP OZELLIKLERI:
Ornekleme Hizi : 400 K/S
Giris Gerilimi : Prob 1X: £5V Prob 10X: £50V
Kanal / ADC : 2 Kanal / 12 Bit
Hassasiyet :2,5mVv
Goriintu Hizi : 0.02 mS/div...100 mS/div
Anlik Hafiza : 64 Kbyte
D- DIJITAL VE ANALOG GIKIS:
Cikis : Kanal 2
Cikis Voltaji : -12V...+12V (Ayarlanabilir)
Frekans (Dijital) : 0.2KHz den 25KHz
Baglanti : Problar tim soketlere baglanabilinir. Sari halkal prob

her zaman Kanall, mavi halkali prob her zaman kanal 2 dir. Krokodile probta her
zaman Com dur.

Ebatlan : 122mm L x 113mm W x 29mm H

Agirhk : 1100 gram tim aksesuarlariyla birlikte.

Tablo 1: FADOS9F1 Teknik Ozellikleri
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FADOSO9F1 ARIZA TESPIT & OSILOSKOP

Resim 2: FADOS9F1

FADOSO9F1 9 6nemli 6zellik igerir:
1. Cift Kanal Ariza Tespiti (VI Grafigi)
Saglam ve bozuk karta besleme vermeden birebir karsilastirma.
2. Programlanabilinir DC Gii¢ Kaynagi
Elektronik karta eneriji vererek; kartlarin beslemelerinin DC Voltaj-Akim grafigini olusturur.
3. IR Sicaklik Sensori
Fazla 1sinan komponentlerin tespitinde kullanilir.
4. Esdeger Devre Cizimi
Dokundugunuz noktaya bagh olan R, C veya Diyot devre semasi.
5. Direng, Kondansator ve Diyor Deder Tespiti
Dokundugunuz noktadaki malzemelerin degerlerini 6lcme 6zelligi.
6. Hafizadan Kargilagtirmali Ariza Tespiti
Sadlam karti hafiza alip, hafizadan bozuk ile karsilastirma.
7. Cift Kanal Dijital Osiloskop
Ek olarak ihtiyag duydugunuzda osiloskop olarak kullanma imkani.
8. Kare Dalga Cikis Sinyali
1.Kanal osiloskop, 2. Kanal sinyal Gretici olarak kullanilabilinir.
9. Analog Gerilim Cikisi
1. Kanal osiloskop, 2. Kanal hassas analog gerilim cikisi verir.
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POWER - IR TEST
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OSCILLOSCOPE
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: For opening circuit board’s power graph or Temp. Map from memory.
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Resim 3: Enerji V(Poiwer)f— IR (S]cakhk) Test Ekrani

e

POWER - IR TEST

[

TESTER

Vi

OSCILLOSCOPE

Test:

Channel 1 -2

1v 2v
6V
L2y
=maaa

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Fry.

Test Frqg.

fv Comparison
I~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

Tolerance (%) |—3

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

Reference: Ch1
R: 116K

ﬁ

Test: Ch2

Résim 4; A—Fl;za- Tesbit - VI- Tester Ekrani
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m FADOSOF1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE - o IEM
Osciloscope
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% Save
o
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U
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i
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w
== Probe X1
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o Analog Output (Channel 2) Design - Help
8 Probe X1
@ i ? = . S—=
S Top Value : 0,00V %‘ P ro U G
=3 — = T
= Low Value : 0,00 V a % — —
8 . 5 s i Frequency : 1400 3’ - - e i —
o ilids 28 SigNa INDUSTRIAL PROJECT DESIGN R&D LTD.

Frequency : _ Voltage mV: 2000j’

www.protarge.com
Resim 5: Osiloskop — Analog Cikis Ekrani

FADOS9F1 PROGRAMINI YUKLEMEK

[

Diizenle v Diske Yaz == > [l @

Ad Degistirme tarihi Tur Boyut
¢ Sik Kullanilanlar : egistirme Boyut

& Kargidan Yaklemeler| | 4 Sy Anda Diskte Olan Dosyalar (5)
Bl Masaisti

FADOS Driver 20.03.201611:13
N SCTEREres FADOS Driver W8
FADOS9FL 2003
9 Kkaphider FADOS9F1 PDF-VIDEQ 20.
2 Belgeler = ¥ FADOS9FI Setup 20.03.2016 2K
& Mizik

Resim 6: FADOS9F1 Yaziim CD Iceridi
1- FADOS9F1 yazihm CD sini bilgisayarin CD Romuna takiniz. CD'nin igindeki dosyalar Resim

6’ da gosterilmistir.

2- FADOSOF1‘in Power Adaptorini takiniz ve USB araciidiyla bilgisayara baglayiniz. CD
icindeki siiriiciiyl yiikleyin. Sayfa 14’ te SURUCU YUKLEME detayl olarak anlatilmistir.

3- FADOSOSF1 SETUP. exe' ye tiklayin ve programi ylkleyin.
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The software will be installed in the folder listed below. To select a different The shortcut icons will be created in the folder indicated below. If you don't want

location, either type in a new path, or click Change to browse for an existing to use the default folder, you can either type a new name, or select an existing
folder. folder from the list.

Install FADOS9F1 to: Shortcut Folder:
' C:\Program Files\FADOS9F1 FADOS9F1

_l < Back I \Next = Il Cancel I”

Rea

3

The installer now has enough information to install FADOS9F1 on your H
il Installation Successful
The FADOS9F1 1.0 installation is complete.

The following settings will be used:

FEinish

R
Dizenle v Kitaphga ekle v Bununla paylas v Yeni klasor | 0
% Sk Kullantlaniar A ad & Degistirme tarihi Tar Boyut
i Kargidan Yiklemeler | Sample Image 28.04.2022 12:03 Dosya klaséri
B Masatisti o Test 28.04.2022 12:03 Dosya klasér
2| Son Yerler . Uninstall 28.04.2022 12:03 Dosya klaséri
%] COMCT232.0CX 24.06,1998 01:00 ActiveX denetimi 161 KB
- Kitapliklar @ Datal 07.08.2020 00:37 Microsoft Office A, 1280 KB
Belgeler B8 raposor1 17.02.2022 05:55 Uygulama 512 KB
J Muzik . . FADOSIF1_1280 15.03.2022 05:01 Uygularna 512 KB
Resimler 1 - FADOSIF1_1920 18.02.2022 14:40 Uygulama 512 KB
£ video Q] Hata 22,11.2001 15:00 Ses Dalgasi 3TKB
Kalibrasyon 10.04.2022 01:27 Microsoft Office A, 480 KB
*d Ev Grubu 2] OK 22,11.2001 15:00 Ses Dalgasi 43 KB
RefData 03.05.2020 19:57 Microsoft Office A, 352 KB
1% Bilgisayar U Test.set 10.04.2022 01:27 SET Dosyas 1KB
&L Yerel Disk (C3)

€ ag
M HAZAL
1% MYPC-BILGISAYAR  _

13 6ge
o

Resim 10: FADOS9F1 Klasori

13



4- Programi ylkledikten sonra Resim 10’ daki FADOS9F1. exe’ yi calistirin. FADOS9F1.exe’ yi
Programfiles(X86) daki FADOS9F1 klasoriinde bulunabilinir.

FADOS9F1_1280 exe 1024x1280 ¢dzlunurlikteki monitorler igindir.

FADOS9F1_1920 exe 1280x1920 c¢ozlnurllkteki monitorler icindir.
SURUCU YUKLEMEK

1- FADOSO9F1’ I USB kablosuyla bilgisayara baglayiniz. Windows XP “Yeni Donanim Bulundu’

uyarisiyla siracuyid direk ylkleyebilirsiniz. CD" yi CD Rom’ a takin ve strtcuyu yukleyin.

2- Windows Vista, Windows 7, Windows 8 veya Windows 10 * da Aygin Yoneticisini aciniz.

e Masalistiindeki Bilgisayarim simgesini sag tiklayiniz, Yonet sekmesinden Aygit
Yoneticisine tiklayiniz.

Veya
e Baslata tiklayiniz.
e Denetim Masasina tiklayiniz.
e Denetim Masasindaki Sistem Ikonuna tiklayiniz ve Donanim Ikonuna tiklayiniz.

e Donanim’ da Aygit Yoneticisine tiklayiniz.
3- Aygit Yoneticisinde “FADOS9F1 Fault Detector” yazisini veya “USB Serial Convertar” |
Evrensel Seri Veri Yolu Yoneticisinde bulunuz ve sag tiklayiniz, sonra Siriclyl

Guncellestir seginiz.

Dosya Eylem Goranam  Yardim

S ] N 7]

A Bilgisayar Yénetimi (Yerel) 443 RMZN-Bilgisayar Eylemler

4 U‘» Sistem Araglan ‘; Ag bagdastincilan Aygit Yoneticisi R
@ Gorev Zamanlayici F nti noktalan (COM ve LPT)

(@] Olay Goruntuleyicisi . ayar Ek Eylemler
%) Paylagilan Klasorler P aygitlar
&% Yerel Kull ar ve Gru /i FADOS9F1 Fault Detector
() Performa i
= Aygit Yoneticisi

4 3 Depolama
29 Disk Yonetimi

f‘ Hizmetler ve Uygulamalar

an
g IDE ATA/ATAPI denetleyiciler
53 Insan Arabirim Aygitlan
3 islemciler
&2 Klavyeler
& Monitorler

& Ses, video ve oyun denetleyicileri
{8 Sistem aygitlan

Resim 11: Aygit Yoneticisi
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4- En iyi surtclyU aray! seginiz ve g6z attan CD igindeki FADOS Driver veya FADOS Driver
W8 Siirlici dosyasini bulunuz.

5- Tamam’ a tiklayiniz ve striciya yikleyiniz.

Dosya Eylem Géranum  Yardim
ol AMeaf BN 7 Bl LR

I 4 =4 Mypc-Bilgisayar -~
LF Ag bagdastincilan
YF" Baglant noktalan (COM ve LPT)
/M Bilgisayar
L. Digital Media Devices
3 Diger aygitlar
o Disk straculeri
4§ Evrensel Seri Veri Yolu denetleyicileri
@ Intel(R) 82801G (ICHT Family) USB Universal Host Controller - 27C8
ﬁ Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
@ Intel(R) 82801G (ICHT Family) USB Universal Host Controller - 27CA
.. ' Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
i Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Contraller - 27CC
§ USE Bilesik Aygit
USB Bilesik &yqit
USE Kk Hub
USE Kk Hub
USE Kk Hub
USE Kk Hub
USE Kk Hub
USB Serial Converter. OF “Prot Ar-Ge FADOS9F1 Fault Detector”
USB Yazdirma Destedi
) Fare ve diger isaret aygitian
B Gérinti bagdastincilan

m

ot Gorintulerne aygitlan
« = INF ATASATAPT denetleviciler

Resim 12: Aygit Yoneticisi — FADOS9F1 Sirucusundn Yuklenmesi

Not: FADOS Driver W8 slirlicisit Windows 8 ve Windows 10 slrimleri icindir. Her Grindn

kalibrasyon ayarlari farkh oldugu igin litfen FADOS9F1 program CD sini kaybetmeyiniz.

TEST PROBLARINI BAGLAMAK: DC Gii¢ Kablosunu (Kirmizi-Siyah Kablo) Power soketine
baglanir. IR Sensor Probu IR TEMP. Soketine baglanir. Osiloskop Problari VI TESTER etiketli
tiim soketlere baglanabilinir. Kirmizi halkall prob her zaman Kanall, mavi halkali prob her zaman
kanal 2 dir. Osiloskop problarinda bulundan Krokodil” de her zaman “COM” dur. USB kablosu
bilgisayarla FADOS9F1 arasindaki iletisim icin kullanilir. Glic Adaptoriinii Power’a baglanir.
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Power Adaptor

Channel1 Channel 2 DC Cable IR Sensor usB
Probe Probe Probe Probe Cable
(Red Ring) (Blue Ring)

Resim 13: FADOS9F1 Aksesuar

" veTTge Y —————————

Resim 14: FADOS9F1 On Taraftan GrUnU

1A .

Resim 15: FADOS9F1 Arka Taraftan Goérlnus




Resim 16: Probe X1 Konumunda

Ariza Tespit ekraninda elektronik komponentleri test ederken Probe X1 konumunda olmaldir.

X10 i¢ direnci fazla olacagindan herhangi bir veri alamayiz.

GENEL KULLANIM BILGILERI

1. Program Glg - IR Sicaklik Test ekraninda acilir ve Test — Ariza Tespit butonundan Ariza

Tespit ekranina veya Osiloskop — Analog Cikis ekranina giris yapilir.

Elektronik kartt Glig — IR Sicaklik Test ekraninda test ederken; kullanicilara kartin

beslemesini Gii¢ — IR Sicaklik Test 6zelligini kullanarak test etmelerini tavsiye ederiz.

o Ik dnce sadlam elektronik kartin “Gii¢ Voltaj/Akim Grafigi” olusturulup, grafik hafizaya
kaydedilir.

e Arizall elektronik kartin “Gli¢ Voltaj/Akim Grafigi”; saglam elektronik kartin grafigiyle
karsilastirilir.

e Eger saglam kart fazla akim cekiyorsa kart Uizerindeki bir veya birden fazla komponentin
Isindigi anlamina gelir. Isinan komponentleri tespit etmek igin IR sensoérii kullanilir.

e Eder arnizall kart saglam karttan daha az akim cekiyorsa; kart (izerinde acik devre
oldugunu ifade eder. Bu durumda “Osiloskop Ekrani” acilarak enerji gitmeyen kopuk hat
tespit edilebilinir.

e Eder arizall kartin grafigi saglam kart ile ayni ise; “Ariza Tespit Ekrani — VI Test” acilarak

arizal komponent tespit edilebilinir.

2. VI test ekraninda; Orta akim modunda, direng degeri yiksek olan kisimlarda VI grafigi
yatay eksene yakinsa disiik akima gecerek yiiksek dedere sahip direngleri daha net
gorebilirsiniz. VI grafigi dikey eksene fazla yakinsa direng degeri diisiik oldugu anlamina

gelir ve yliksek akim moduna gecerseniz dederleri daha net okuyabilirsiniz.
17




3. Kondansator degeri diisiikse disiik akimda, degeri bliylikse yiksek akimda test ediniz.
Kondansator dederi yiksek akimda ve dikey eksende ince bir elips seklindeyse frekans

modundan frekansi distrerek dederini daha net gorebilirsiniz.

4. Saglam bir entegre ayadi (besleme ve toprak harig) genellikle cift ters diyot seklindedir.
Buna bagl direnc veya kondansatorler grafige etki etseler de iki ters diyot gdzlenmelidir.
Bazi entegrelerin cikiglarinda bir diyot da goézlenebilir. Fakat direnc seklinde bir gorinti

bliylik ihtimal ile entegrenin bozuk oldugu anlamina gelir.

5. Kapasite test ozellikle elektrolitik kondansatoérlerin kalitesini belirtir. Bu egdri ne kadar
yatayda ise kondansator kalitelidir. Kalitesi diisen kondansatoriin egrisi yataya gore acl
yapar. Acl fazlaysa kondansatdr bozuk demektir. Kart lizerindeyken devre akim cekecegi
icin bu test aldatici olabilir, bunu g6z Oniinde bulundurarak test edin. Eger
supheleniyorsaniz kondansatori devreden sdkip 6lclin, bu dlgimde 6Igl aletleri timUini
saglam gosterebilir. Kondansatoriin kalitesi icin bu Urlindeki en iyi 6lcim Kapasite Direng
egrisine bakarak yapilir. Bu dlgiimii yaparken frekansi ve akimi grafigin dikey ekseninde

daha uzun olacak sekilde fakat gok ince bir grafik olmayacak sekilde ayarlayiniz.

6. Devre (zerinde diyotlarin etkisi ile sekli bozulmus bir kondansatér edrisi varsa voltaji

disurip, diyotlarin etkisinden kurtararak kondansatoriin degerini 6lcebilirisiniz .

7. Ariza tespitinde 6nemli olan grafiklerin gériintiisi ve yorumudur. Ilk baglarken
karsilastirma yaparak hatalari bulmaya calisiniz. Kisa bir zaman igerisinde saglam
malzeme ile bozuk malzeme grafiklerini kolaylikla ayirt edebilirsiniz. Esdeder devre
semas! ve dederleri size yardimc unsurlardir. Esdeger devre semasindaki degerlere
yogunlasirsaniz hatayr bulmaniz daha fazla zaman alabilir. Gerektiginde malzeme
degerlerinden vyararlanin fakat 6lgli aletlerindeki 6lgme mantiginda oldugu gibi sadece
degerlere takilip kalmayiniz. Bu Urliniin dederlendirme mantigi grafiklerin yorumudur.
Bilgisayar programin yaptigi grafigi yorumlayarak esdeder devre semasini cikarmasi ve

degerleri gostermesidir.
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GUC (BESLEME) — IR SICAKLIK TEST

Programi calistirdiinizda; Guiig (Enerji) — IR Sicaklik Test Ekrani acilir. Gii¢ (Eneriji) — IR Sicaklik
Test bolimiinde elektronik kartin beslemesine enerji vererek beslemenin DC VI Grafigini
olustururuz. Elektronik kartin beslemesinin ne kadar akim cektigini anlayabiliriz. Ayrica
elektronik komponentlerin sicakliklarini IR(infared) sensoérlyle dlgllebilinir. Glg (Besleme) IR

Testinde kullanilacak butiin kontrol tuslar panelin sol tarafina yerlestirilmistir.

Power - IR Temperature Test
1500 | Max: 250mA
E | PowerOn
w
L
B Power Off
©
¢ —
w
=
o
o
(s Power
[~ Low Current
14
L
= Recording
w
L
~ Temperature:| 122
; 9 10 11 12 13 14 15 16
K | E
40
o VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
30
0,00 ["oFF 0
O 20 J
w
g
S 10 Power On : For giving power to circuit board.
8 Temperature Zero Power Test : For creating to circuit board supphy's voltage-current graph.
0 Record : For opening circuit board's power graph or Temp. Map from memory.
Resim 17: Guc (Besleme) — IR Test Ekrani
C R 1500 Max: 820mA
u Akim Ban : Barl yukari asagiya kaydirarak
r
r akim cikigl ayarlanir.
e
? Voltaj Ban1 : Barl sada sola kaydirarak Voltaj
S cikisl ayarlanir.
Cc
r Cir : DC Akim - Gerilim grafigini siler.
o
|
l Clr
B Max: 12,2V
aA.L. 2 3 4 % 6 T 8 9 10 11 12213 1% 15:'18
r 4 \ o
Voltage Scroll Bar
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[ Paweron

Power Off I

!

(s Power

[~ Low Current

Recording

Temperature:

Recorded
Temperature:

Temp. Tol. +
Test Point

Time

w1l

7 Auto. Test

Next Point

Temperature Zero

Power On : FADOS9F1 DC Giig kablolariyla “Cikis” verir. Eger
elektronik kart ayarlanan akimdan daha fazla akim cekerse; program
akimi sinirlandirarak kartin daha fazla akim cekmesine izin vermez.

Power Off : Gerilimi keser.

Power Test :Elektronik  kartin ~ beslemesinin ~ “Akim/Gerilim

Grafigini” cikartmak igin kullanilir.

Power : DC Glig Testi ve olcimii yapildiginda segilir.
Temperature : IR — Sicaklik Testi ve 6l¢im yapildiginda segilir.
Micro Volt : Mikrovolt 6lgiim yapildiginda segilir.

Low Current : 0-300 miliamper arasinda hassas 6lciim yapildiginda
segilir.

Recording : Record penceresini acar.

Temperature : IR sensdrle test edilen elektronik malzemelerin

sicaklik degerlerini gosterir.

Recorded Temperature : Hafizada kayith olan elektronik malzemenin
sicaklik degerini gosterir.

Temp. Tol. + : Sicaklik *Tolerans degerini gosterir. Kullanici
toleransi degistirebilir.

Test Point : Hafizaya kayit edilen elektronik malzemenin seri
numarasini gosterir.

Time : 90 saniyeden asadi dogru sayar.

Auto Test : Eder test edilen elektronik malzeme kayitl verinin
tolerans degeri icindeyse, sonraki veri otomatik olarak agilir.

Next Point : Sonraki kayith veriyi acar.

Temperature Zero: IR sensoriinii oda sicakligindan engellemek igin

kullanilr.

VOLTAGE (V):

10,70

CURRENT (mA): | Voltage : Maksimum Voltaj gdsterir.
54 R : Devrenin direncini gosterir.
Current (mA) : Devrenin ¢ektigi akimi
gosterir.
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20 Kahln Yesil Cizgi : Elektronik malzemelerin sicaklik degerlerini
gosterir.
10 Ince Yesil Cizgiler : Sicaklik = Toleransini gosterir, 6rnegin;
Eder komponentin sicakhigi 8 ° C ise, ve Tolerans dederi 2 ise; yesil
0 cizgiler 6°C ve 10°C arasini gosterir.

Giic (Besleme) Testi — DC Voltaj Akim Grafigi

1. Giic Kablosu elektronik devrenin beslemesine baglanir. Kirmizi Kablo (+), Siyah kablo (-).
(Resim 18)

2. Devrenin galistigi maksimum Voltaj ve Akim scroll barlardan ayarlanir. (Resim 19)

3. "“Power Test” Butonuna tiklanir ve elektronik karta eneriji verilir. "0 Volttan V maksimuma

kadar 100 mV adimlarla “*DC Voltaj-Akim Grafigi” cikartilir. (Resim 20)

4. “Recording” Butonuna basilarak “DC Voltaj-Akim Grafigi” kaydedilir. (Resim 21)

5. “CIr” Butonuna tiklanarak “DC Voltaj-Akim Grafigi” ekrandan silinir. (Resim 22)

Powes - IR Temperature Test

- IR TEST

POWER

For making sensitive
measurement

z between 0-300mA
B
: [ o
w 2
= | Max: 6V
s ‘50 2 3 4 6 6 7 8 9 1011 1213 14 15 16
40
VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
% ? : r Qe
| =
w
§ 0,00 ["oFF 0
53 20 )
2
g
5 10 Power On : For giving power 10 circult board.
2 o 2on0 | Power Test:Fo creating {0 ircul baard suppls voNagecurent raph.
0 Record For oraph or Te
——
:

Resim 18: Gli¢ Kablolarin Devreye
Baglanmasi (Adim 1)

Resim 19:Voltaj ve Akimin Ayarlanmasi
(Adim 2

Power - IR Temperature Test Power - IR Tempesature Test

300 | Max

& Record

Create the e
 powertest | oltage/Current Graph” [
of the electronic board’s
power supply.

POWER - IR TEST
POWER - IR TEST

Opens
"Record Window”

VI TESTER
VI TESTER

[
g

VOLTAGE (V)i
5,00 R=6zsl
A She A'Iw

10 Shows the “Re

CURRENT (mA):

74
A

Shows the ™

VOLTAGE (V):

CURRENT (mA):

78

JJJJJ m— 5,00 [R=641

OSCILLOSCOPE
OSCILLOSCOPE

Open  Select a fokler and click ‘Open’ bution.

Resim 20: DC VI Grafiginin Olusturulmasi
(Adim 3)

Resim 21: DC VI Grafiginin Kaydedilmesi
(Adim 4)
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Power . IR Temperature Test

POWER - IR TEST
E
H
i
8

I VI TESTER
2
8

OSCILLOSCOPE

Temperature Zoro

Max: 5V
2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 1415 16

VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
0,00 [R=694 0

ewe Folder For nev test foker. (Folder Name: Circull boas s name or code)
Sawo  tFor recording Power Graph or Temperature.
Open  Select a fokdes and click ‘Open button.

Resim 22: DC VI Grafiginin Silinmesi

- -

Giic (Besleme) DC VI Grafiginin Kaydedilmesi ve Kayit Penceresinin Tanitilmasi

T

V]I TESTER

l/

OSCILLOSCOPE

Power - IR Temperature Test

Power Test

(s Power

v Low Current

Recording
Temperature:| -1,0

Time 3 /——GE

Temperature Zero

120°C DR - | Max: 225mA
110

100

80
70

60

50 = 9 10 11 12 13 14 15 16

40

VOLTAGE (V): CURRENT (mA):

30

5,00 IR=7s

20

10

Record :For opening circuit board’s power graph or Temp. Map from memony.

74

£

Resim 23: DC Voltaj-Akim Grafigi
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|Qc~ Ll New Folder

[ |

£ Program Files
S FADOSIF1
&= S5TM

New Point

* Power ( Temp.

Data

|WN P Supply.dat

Tolerance % | 2

Change I
Open
|upply
Open I
Cancel I

New Folder : New Folder satirina yazilan ad
ile bilgisayar hard diskine bir klasor agar.
Upload Image: Bilgisayarda kayith olan devre

fotografini Yazilm ekraninda agar.

New Point Kayit edilecek verinin adi
yazilir.
Power : Eger DC Voltaj/Akim Grafigi

kaydedilecekse, “Power” segilir.

Temp. : Eder komponentlerin sicaklik
dederi kaydedilecekse, Temp. secilir.
Tolerance %: Kaydedilecek verinin tolerans
araligini belirler.

Save : Belirtilen ad ile (New point)
test noktasinin dederlerini belirtilen dosyaya
(New Folder) kaydeder.

Change : Kayith bir test noktasinin
verilerini degistirmek icin, kayith test noktasi
“"Data” dan secilir ve dedistir tusuna basilarak

kayith test noktasinin verisini degistirir.

Open : Data’ da secilen kayith test
verisini acar.
Delete : Data’da secilen test noktasinin

verilerini bilgisayardan siler.
Cancel :Kayit penceresini kapatir.

Data : Kayith verileri gbsterir.

Resim 24: Kayit Penceresi

Karsilastiriimasi

Butonuna” basilarak agilir. (Resim 25 - 26)

Giic (Besleme) DC VI Grafiginin Anzah Elektronik Kartlarin DC VI Grafikleriyle

Kayith Datanin Agilmasi : “"Recording” butonuna tiklanir ve Record penceresi aglilir. Yeni

isimle olusturdugumuz klasor bulunur. Data’ dan “Pwr_Dat.” verisi segcilir. Kayith veri “Open

Glc Kablosu elektronik devrenin beslemesine baglanir. Kirmizi Kablo (+), Siyah kablo (-

).(Resim 27)

“Power Test ” butonuna basilarak arizali veya arizali oldugundan siiphelendigimiz

elektronik kartin DC VI grafigi olusturulur ve kayith veriyle karsilastirma yapilir.(Resim 28)
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Power . IR Temperature Test Power - IR Temperature Test

B8 500 | Max: 250mA

Power Off

POWER - IR TEST

|

POWER - IR TEST
: I I

o«

'3 & : "
E Tolerance % 2 = Recarding
-(‘Ir ”

w Mok £ Temporsturs: [JOB o Max: 5V
- Max: 8V " I3E S .27 <=l
= 2 R T R = 2 3 45 6 7 8 9 10111213 1415 16

> Sw, J 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
40
Change VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
T VOLTAGE (V): CURRENT (mA): ) (mA]
30
op
e w
w : OFF 3 0 y 0 0 OFF 0
& Open | o 20
o J 2
2 Cancel | =
= 2 10 News Foldor For now test foldor. (Folder Neme: Circuit boar's name or code)
2 [T — New Folder For new test folder. (Folder Name: Circut boarf's name or code.) § TR Save  :For recording Power Graph or Temperature.
2 | Save  For recording Power Graph of Temperature. Open  :Select a folder and click ‘Open button.

Open  :Select a folder and click "Open’ button,

Resim 25: Kayith Verinin Agiimasi (Adim 1) Resim 26: (Adim 2)
R R < | Hax: 225mA

280

110 260
240

POWER - IR TEST

VI TESTER
8

VOLTAGE (V): CURRENT (mA):

5,00 Rz 212

Time i 82

OSCILLOSCOPE

Record :For araph or T
10—

Resim 27: Gui¢ Kablolarin Devreye Resim 28: DC VI Grafiginin Hafizada Kayith
Baglanmasi (Adim 3) Olan Veriyle Karsilastirimasi (Adim 4)

Not: Hafizadan agilan kayith veri ekranda kirmizi renkte gordllr. Test yapilan elektronik kartin

verisi ise mavi renktedir.

Power - IR Temperature Test ‘7 = Max: 225mA

. M 300
P
5‘ 100
g
& fs. Power 90
(il 80

v Low Current
['4 70
w
E Recording s
k= Temperalure:,T,f,
= 50 Z 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
| 40

. & . VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
) 5,00 =281 | 212
g
5 10
© M 0 Record  :For opening circuit board's power graph or Temp. Map from memory.

Resim 29: DC VI Grafiginin Hafizada Kayith Olan Veriyle Karsilagtiriimasi — Arizali Devre Karti
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Power — IR Test Ekraninda 2 grafik gorilir. Eger arizal elektronik kart saglam (calisan)

elektronik karttan daha fazla akim cekiyorsa (Resim 29 ' daki gibi) kart (zerindeki bir veya

birden fazla komponentin akim cektigi anlamina gelir. Akim c¢eken komponent isinir. Isinan

komponentleri tespit etmek icin IR senséru kullanihr.

POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Power - IR Temperature Test

Power Test

. PowerOff
[ PowerTest |

o

v Low Current

Recording
Temperature:| 0.5

Time ;| 85

Temperature Zero

110

100

920

80

70

60

50

40

30

20

10

0

= ., Max: 225mA

e 8 9 10 1 12 13 14 15 16

4 | 5]

VOLTAGE (V): CURRENT (mA):

5,00 k=15 68

Record : For opening circuit board's power graph or Temp. Map from memory.

Resim 30: DC VI Grafiginin Hafizada Kayith Olan Veriyle Karsilastiriimasi — Arizali Devre Karti

Eger arizall veya arizali oldugundan stiphelendiginiz elektronik kartin grafigi saglam kart ile ayni

ise (Resim 30’ daki gibi); “VI TESTER” ekrani agilarak arizali komponentler Analog Sinyal Analizi

Yontemi kullanilarak tespit edilebilinir.
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Power - IR Temperature Test

| Poweroff

POWER - IR TEST

re Power

v Low Current

I/

Recording

Temperature:| 0.5

|/ vl TESTER

OSCILLOSCOPE

Temperature Zero

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

= 300 Max: 225mA

7 8 9 10 41 12" 13 ‘44 1% 16

E

Measurement Data Faulty Circuit

Broken Way or Component (s) are Open Circuit
VOLTAGR (). ore o

CURRENT (mA):

5,00 [t 0

Resim 31: DC VI Grafiginin Hafizada Kayith Olan Veriyle Karsilagtiriimasi — Arizali Devre Karti \

Eder arizall kart saglam karttan daha az akim gekiyorsa (Resim 31’ deki gibi); arizali elektronik

kartta acik devre oldugunu ifade eder. Bu durumda “Osiloskop Ekrani” acilarak enerji gitmeyen

kopuk hat tespit edilebilinir.
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IR SICAKLIK TESTI

Komponent Sicakliklarinin Kaydedilmesi

FADOS9F1 in benzersiz 6zeliklerinden bir tanesi de elektronik komponentlerin sicaklarinin
Infrared (IR) Sensorle odlglimesi ve Olcllen sicaklik verilerinin Hafizaya kaydedilmesidir.
Kaydedilen veriler daha sonra arizali elektronik kartin verileriyle karsilastirilarak akim geken

komponent (arizah) kolaylikla hizli bir sekilde tespit edilir.

1. Devrenin galistigi maksimum Voltaj ve Akim scroll barlardan ayarlanir. (Resim 32)

2. Giig Kablosu elektronik devrenin beslemesine baglanir. Kirmizi Kablo (+), Siyah kablo (-).
(Resim 33)

3. "Power Test” Butonuna tiklanir ve elektronik karta enerji verilir. "0 Volttan V maksimuma
kadar 100 mV adimlarla “*DC Voltaj-Akim Grafigi” cikartilir.

Not: IR Sicaklik Test ‘inde “Power On” Butonuna da tiklanilarak elektronik karta enerji
verilebilinir. (Resim 33)

4. Voltaj Sinirlanmasina ulastiginda Elektronik kart akim gekiyorsa “Timer ™ 90 saniyeden 0’
a kadar sayar. (Resim 34)

5. Temperature secenegi secilir ve “Recording” Butonuna basilarak Kayit Penceresi agllir.
New Folder'a kaydedilecek klasoriin adi yazilir. (DC Voltaj-Akim Grafigi'de yazildiysa
kaydedilecek klasor segilir.) Image Upload'da elektronik kartin fotografi segilir. A tusuna
basilarak fotograf yazilima yiklenir ve ekranda belirlenir. (Resim 35 — Resim 36 — Resim
37)

6. Kaydedilecek komponent fotograf (izerinde isaretlenir (secilir), ve istenilirse yeni noktaya
komponentin adi veya kodu yazilabilinir. (Resim 38)

7. IR sensdri masa Uzerindeki bir noktaya tutulur (birkac mm yukarida) ve “Temp Zero”
butonuna basilir. (Resim 39)

8. Sicakligi dlgiilecek komponentin (zerine IR sensor getirilir. (Resim 40)

Not: IR sensdrii komponente deddirmeyiniz. Komponentin sicakhdini birkag mm
yukaridan élginiz.

9. Timer sifirflaninca “Save” butonuna basilarak veri kaydedilir. (Resim 41)
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Power - IR Temperature Tost

Power Off

POWER - IR TEST

Power

% Low Current

«
w
= Recording ‘
» o A
w
= Temperature: | 0,0
B
w
o
<]
0
@
o
S
=
3
8 Temperature Zero |

Max: §V

3 4 5 6 7 8 9 101 1213 1415 16

VOLTAGE (V):

0,00

10 Power On :For ghng power 1o circu board.
Power Tost : For creating (0 Circust board supply's voRage-current raph.
Record  :for

CURRENT (mA):

0

graph or Temp.

Resim 32:Voltaj ve Akimin Ayarlanmasi (Adim

Resim 33: Guli¢ Kablolarin Devreye

®
i
=
3
H

POWER - IR TEST

~ Low Curent

Recording

Temp. set :[421

VI TESTER

!Timer” count down
from 90 seconds to 0"

OSCILLOSCOPE

Temperature Zero

300 | Max: 225mA

60
© o |
= Max: 5V

0 1 2 3 4 6 6 7 8 9 101112 13 14 16 16

VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
. 5,00 46
20 )
10 For R Temperature Test lease wai 89 Seconds fo Neating component.

e

Power - R Temperature Test —

Baglanmasi — Eneriji Verilmesi (Adim 2)

b [ & Recod - =
E New Folder
: ;
= seo 1 NGRESIIGH
H sen? Uplaadlisgel
3
LS New Point
y i
oat
@
w Tolerance % [ 2
o
o Autosave
- Max: 5V
0
= | NN N R
Che
—— | VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
Open —_—
w =3
o J -
2
S
s _ For IR Temperature Test: Please wait 75 Seconds for heating components.
2
3

‘_—E Open  :Selectafokderand chck Open' buton
I

Resim 34: Timer 90 Saniye (Adim 3)

Resim 35: Kayit Penceresinin Agilmasi

| POWER - IR TEST

VI TESTER

Dosya Ade STM

Max: 5V
7 8 9 10 11 12 13 14 156 16

CURRENT (mA):

40

Cancel

For IR Temperature Test: Please wait 1 Seconds for heating components.

OSCILLOSCOPE

Open and click‘Open’ button.

(Adim 4)

Power - IR Temperature Test

| 5 Record - o 0
@ Hew Folder < Gz’ § E
@ i aRE
o St o Fokder |
E oo g 209D
L New Point > )
: Doo
O = ¥
Powr ot B 58
S 5
il ==
g Tolerance % 2
- Auossve
u
B s
— G | VOLTAGE (V):
e —_—
g 5,00
8 Seen ’
2 Cancel
g [ For IR Teparaturs Tost: leese walt 1 Seconds Kor heating Componests.
3
o

:Selecta foider and click ‘Open’ bution.

— -

Resim 37: Elektronik Devrenin
Fotografinin Yazilima Yiklenmesi(Adim 6)

Resim 36: Elektronik Devrenin Fotografini
FADOS9F1'in Yazihmina YUiklemek (Adim 5)
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e |

SHTHHHE

POWER - IR TEST

14

w

- ‘!gm I

s

= R I EEETTE SR E LR

il LG VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
Open N
-

e | 5,00 R=1138 44

2 cancel | ‘

g T oeee For R Temparaturo Tost Please wat 67 Seconds fo heating componeats.

]

& '—ﬁ Open :Selecta foder and cick Open' buton

Resim 38: Kaydedilecek Komponentin
Fotograftan Secilmesi ve Kodunun “Yeni
Dataya” Yaziimasi (Adim 7)

Resim 39: IR Sensor Sicakliginin Olgiim
Yapilan Yere Gore Sicakhiginin Sifirlanmasi

(Adim 8)

VOLTAGE (V)

5,00 [R=1389

For IR Temperature Test: Please wait 73 Seconds for heating components.

Open  :Salect a folder and click ‘Open’ button.

CURRENT (mA):

Resim 40: IR Sensor Komponent Sicakliginin

Resim 41: Sicakhigi Olgiilen Komponentin
Sicaklik Verisinin Kaydedilmesi (Adim 10)

Olciilmesi (Adim 9)

[ POWER - IR TEST

VI TESTER

- VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
Open

g | | 5,00 REHEE

8 Open

o

g el

2 [ for IR Temperature Tes: lease wat 1 Seconds for heaing components.

3

= ﬁ Open  :Select  folder and click ‘Open’ utton.

Resim42: Elektronik Malzeme Sicakhk

Verilerinin Kaydedilmesi
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Arizal Elektronik Devrenin Sicaklik Kontrolii

. Devrenin calistigi maksimum Voltaj ve Akim scroll barlardan ayarlanir. (Resim 43)

2. Giic¢ Kablosu elektronik devrenin beslemesine baglanir. Kirmizi Kablo (+), Siyah kablo (-).

. IR sens6rii masa Uzerindeki bir noktaya tutulur (birkag mm yukarida) ve “Temp. Zero”

(Resim 44)

. "Power Test” Butonuna tiklanir ve elektronik karta eneriji verilir. “0 Volttan V maksimuma

kadar 100 mV adimlarla “DC Voltaj-Akim Grafigi” ¢ikartilir.
Not: IR Sicaklk Test ‘inde “Power On” Butonuna da tiklanilarak elektronik karta ener;ji

verilebilinir. (Resim 45)

. Voltaj sinirlanmasina ulastiginda eger arizali Elektronik kart akim ¢ekiyorsa “Timer * 90

saniyeden 0’ a kadar sayar. (Resim 45)

. Temperature secenedi secilir ve “Recording” Butonuna basilarak Kayit Penceresi acilir.

Yeni isimle olusturdugumuz klasor bulunur. Data’ dan “T_01.Dat” verisi segilir. Kayith veri
“"Open Butonuna” basilarak acilir. Fotografta hangi komponenttin sicakligini kaydedildigi
gorulir. Kayith komponentin verileri sol ekranda gordlir. (Resim 46)

4

butonuna basilir. (Resim 47)

. Timer sifirlaninca sicakhgi élglilecek komponentin (izerine IR sensor getirilir. (Resim 48)

Not: IR sensdrii komponente deddirmeyiniz. Komponentin sicakhigini birkag mm

yukaridan élginiz.

. Ik komponentin sicakhigi 6lciiliir; eder olciilen sicaklik dederi kayith verinin tolerans

degerleri icindeyse uyumlu ses tonu duyulur ve“Next Point” tiklanilarak ikinci kayith veri
acilir. Eger Olgiilen sicaklik degeri kayith verinin tolerans degerleri iginde degilse uyumsuz
ses tonu duyulur ve akim ceken komponent tespit edilmis olunur. Eger “Auto Test”
seciliyse ve Olglilen sicaklik degeri kayith verinin tolerans degerleri icindeyse birkag saniye

sonra dider kayitli veri otomatik agilir. (Resim 49)

20

10

Kalin Yesil Cizgi : Komponentlerin sicaklik degerlerini gdsterir.

Ince Yesil Cizgiler : Sicakllk = Toleransini gosterir, 6rnegin;

Eger komponentin sicakhidi 8 ° C ise ve Tolerans dederi 2 ise; yesil

cizgiler 6°C ve 10°C arasini gosterir.
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Power - IR Temperature Tost

& [ Piwaron |
&
@
e Power Off |
[
«
&
=
o
e
o«
w
I Recording
5 ]
w
= Temperature:| 00
s
VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
o | =
¢ - 0,00 0
&
3 20 L
2
9
a 10 Power On_ :For ghng powef 10 crcult board.
g Temperature Zer Power Test : For creating (o circuit board supply's voltage-current graph.

Record  :For graph o T

Resim 43:Voltaj ve Akimin Ayarlanmasi (Adim

Resim 44: Gug Kablolarin Devreye

1)

POWER - IR TEST

VI TESTER

VOLTAGE (V):

5,00

For IR Temperature Test: Please wait 88 Seconds for heating components.

OSCILLOSCOPE

Baglanmasi — Eneriji Verilmesi (Adim 2)

I —
. 5
=T I
ety st ENGFOR
R —
w02 Upload inagel
Viow oint
fic
F Poarh e

I

V0|23-‘557591011!21!141516

VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
\ 5,00 48
For R Temparature Test Please wal 20 Soconds for heatin components
Open :Selocta flder and chck Opesr bution

Resim 45: Timer 90 Saniye (Adim 3)

Resim 46: Kayit Penceresinin Acglimasi
(Adim 4)

Power - R Temperature Test S
& Power On (&) ] l '3 N |
: e T U“ULf 8
™
=
2

o 5

Temperaturs (

— Co— o B

~  Low Current :
i ol B i3
E D o By S
= Temp. set :[ 28 = Max: 5V
S ?:f:;g":”o:[_j WAiasasaTesmuUBENER

Tomn 1o+ B Al

Test P [ 40
Ayl e — VOLTAGE (V): CURRENT (mA):
o
3 20 E)
§ NextPoint |
g 10 New Folder For new test folder. (Folder Name: Circult board's name or code.)
2 | . Save Forrecording Power Graph

H Open :Select a folder and click 'Open’ button.

Resim 47: Kayith Verinin Agllmasi (Adim 5)

Resim 48: IR Sensor Sicakliginin Olgiim
Yapilan Yere Gore Sicakhginin Sifirlanmasi
(Adim 6)
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AL

POWER - IR TEST

‘\Qﬁ i‘H}HI!]mmmpm;

Vﬂl?ldﬁs? 9 10 11 12 13 14 16 16

TESTER

"Max: 5V

Vi

VOLTAGE (V) CURRENT (mA):

30
|w Auto. Tost
|8
k53 2
2 ‘
IS NextPoint |
I8 10 New Folder For new test folder. (Folder Name: Circult board's name of code)
|2 — ..
|o Temperature Zero | Save Temperature.
il

Resim 49: IR Sensor Komponent Sicakhiginin Resim 50: Olciilen Sicakigin Hafizadaki

Olgulme5| (Adim 7) Veriyle Karsilastiriimasi (Adim 8)
: Eder olgllen sicaklik degeri kayitl verinin

tolerans degerleri icindeyse uyumlu ses

POWER - IR TEST

tonu duyulur ve“Next Point” tiklanilarak

~
(9]

s

?mmnmo ikinci kayith veri acilir. Eger ©6lglilen

(447
4]

VI TESTER
-

sicaklik degeri kayith verinin tolerans

~ dederleri icinde degilse uyumsuz ses tonu

= (e F§ VOLTAGE (V): CURRENT (mA):

* B NN -
I 5,00 ’To duyulur ve akim geken komponent tespit
8 int 1”

p— R edilmis olunur.

B - I

Resim 51: Olgiilen Sicakligin Hafizadaki Veriyle
Karsilagtiriimasi (Adim 8)

Mikro -Voltaj

; ”"T e Micro-Volt: FADOS9F1 mikro volt &lglimi
5 — icinde kullanilabilinir. Micro-Volt segenegini
| secip Mikro Voltaj ekranini acin.  Osiloskop
L,:W: = problarindan bir tanesini IR soketine takiniz ve
S| - mEEamEEERl | microvolt Glcimil yapiniz. Maksimum 2,5 pV.
Ee—— Sl altindaki dlgimleri yapabilirsiniz.
10,00 0
Resim 52: Micro Volt
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VI TEST — ARIZA TESPIT EKRANI OZELLIKLERI

FADOS9F1 programinda VI Tester butonuna tiklanarak VI Tester Ekrani acilir.

FADOSO9F1 elektronik kart Uzerindeki dokunulan noktaya seri direng Uzerinden akimi
sinirlandinimis sintis sinyali uygulayarak calisir ve Voltaj — Akim grafigini bilgisayar ekraninda
gosterir. Voltaj / Akim oranina V/I denir, bazi kaynaklarda Analog Sinyal Analizi ( Analog
Signature Analyse — ASA), Empedans Testi de denilir. Akim — Gerilim Analizi (Analog Sinyal
Analizi) elektronik kartlara enerji (power) verilmeden yapilan bir testtir ve elektronik kartlardaki
arizalarin giderilmesinde kullanilir. Bu 6zelliklere ek olarak, bilgisayar yazilimi Voltaj — Akim
grafigini analiz ederek; dokunulan noktanin es deder devre semasini ve elektronik
komponentlerin dederlerini gosterir ve bu 6zellikler kullaniciya arizalar daha kolay bulmasi igin
bilgi vermek amaclidir. FADOS9F1'de arizali komponent VI grafiginden anlasilir, esdeger devre
semas! sadece bilgi amaclidir, esdeder devre semasina bakilarak elektronik malzeme

bulunamayabilinir.

Not: Iki elektronik karti karsilastirirken grafikleri ayni olmasina ragmen esdeder devre
semasinda kuiclk farkliliklar olabilir; bu elektronik malzemenin arizali oldugu anlamina gelmez;
cunkil asil amag VI grafiklerindeki farklihktir. VI grafikleri ayni ise; elektronik malzeme saglamdir

yorumu getirilir.

V/I grafik ekraninda test yaparken, Probun krokodilini probunu elektronik kartin sasesine
baglayiniz ve cihaz tarafindan test etmek istediginiz noktaya probla dokununuz. cihaz tarafindan
dokundugunuz noktaya prob aracigiyla sinyal uygulanir Ve yazihim negatif voltajdan pozitif

voltaja kadar tarama yapar.

Ornegin test voltajl 6V secilmisse FADOSOF1 tarafindan -6V'tan +6V a kadar siniis sinyali
uygular. Elektronik komponentin V/I grafik sinyali ekranda goérindr. Her elektronik malzemenin

kendisine 6zgli karakteristik egrisi (VI grafigi) vardir.

Ariza Tespitinde kullanilacak bittin kontrol tuslar panelin sol tarafina yerlestirilmistir.
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BR FADOSSFL FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE C=Tei™ >

Test:

Channel 1-2
1 Automatic |
1V 2V

6V
[y
| T —

POWER - IR TEST

Very Low Frqg.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.
Test Frq.

[

Low Med1
Med2 | [Hight

v Comparison
I~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT

TESTER

Vi

Memory Save - Test

g

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capaci must be ptied by using a resistor.
Reference: Ch1—

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Open Circuit _C— Open Circuit

Resim 53: VI TESTER Ariza Tespit Ekrani
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Channel 1 -2

_ Automatic |
1v | Ev

Very Low Frg.
Low 2 Frg.

Low 1 Frg.
Test Frog.

M

v  Comparison
[~ Capacitor Test

X

L]

Low Inductor

~

Low Capacitor

| Recording |

Memory Save - Test

Recording

1

Test Point:

Point: R1
<--- -

Tolerance (%) 3

)
o

e

Channel 1 - 2: Kanal secimi icin kullanilir. Kanal tusu ile ekranda sadece 1. Kanal, 2.
Kanal veya iki kanali ayni anda gdsterir. Kanal 1 — 2 yi ayni anda kullaniimaniz tavsiye
edilir.

Automatic: Bu secenek secili oldujunda dokunulan noktanin 6zelligine goére yaziim
Voltaj, Frekans ve Akim kademelerinin en uygun dederlerini otomatik olarak belirler.
Otomatigi durdurmak icin otomatige tekrar basin.

Voltaj Kademesi: Voltaj kademesinden +1 V, £3V, £6 V, £12 V, £24 V kademelerini
maniel secerek kartta uygulanacak gerilimi belirleriz. Bir testte sadece 1 voltaj kademesi
segilebilinir.

Frekans Kademesi: Frekans kademesinde bulunan Cok Disiik Frekans, Dusik 2
Frekans, Distik 1 Frekans, Test Frekans, Yiiksek Frekans kademelerini maniiel segerek
kartta uygulanacak frekansi belirleriz. Bir testte sadece 1 frekans kademesi secilebilinir.
Akim Kademesi: Akim kademesinden Disiik Akim, Ortal Akim, Orta2 Akim, Yiksek
Akim kademelerini maniel segerek kartta uygulanacak akimi belirleriz. Bir testte sadece 1
akim kademesi secilebilinir.

Comparison: Bu secenek secili oldujunda saglam ve arizali kartlarin noktalarini
karsilastirabiliriz.

Capacitor Test: Bu secenek secili oldugunda kondansatdriin i¢ direncini 6lgerek
kalitesini gorebiliriz.

TTT FET IGBT: Bu segenek segili oldugunda TTT FET IGBT vb. yari iletkenlerin tipini
belirler.

Low Inductor Bu segenek secili oldugunda yazihm otomatik olarak 1V,
Yiksek Frekans ve Yiiksek Akimi seger; boylelikle 33uH ye kadar olan bobinleri test
edebiliriz.

Low Capacitor Bu secenek secili oldugunda yazihim otomatik olarak 3V,
Yiiksek Frekans ve Distik Akimi secer; boylelikle 33pF da kadar olan kondansatérleri test
edebiliriz.

Recording: Record penceresini acar. Record penceresi menisiinde kayit yapilir veya
kayith veri agilir.

Test Point: Test edilen noktanin seri numarasini gosterir.

Point: Test noktasinin adini veya kodunu gosterir.

€: Onceki test noktasini acar.

->: Sonraki test noktasini agar.

Tolerance %: Test edilen noktanin tolerans araligini belirler. Kullanici tarafindan
degistirilebilinir.

Gr.1: Gr.1, Gr.1 ve Gr.3 olmak lizere 3 farkh ayarda (voltaj — frekans — akim)
grafik segilerek istenildigi anda hizli gegis yapilmasi saglanabilir.

1G, 2G, 3G: 1, 2 veya 3 farkl ayardaki grafiklerin ayni anda ekranda gériintilenebilir.
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Reference: Ch1 Reference: Datalan hafizaya kaydettigimiz
R:116 K zaman; Kanall’ deki veriler (Referans) hafizaya
kaydedilir. Test edilen elektronik malzemenin

esdeder devre semasi ve dederlerini gosterir.

. . FADOSOF1 FAULT DETECTQR AND OSCILLOSCOPE
Test:
- Channel 1 -2
(2]
1]
=
x
1
L
=
o
b = v
f Very Low Frq.
Low 2 Frqg.
Low 1 Frq.
Test Fry.
14
w
[
w
w
| v Comparison
; I~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT
Memory Save - Test
w ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
% Reference: Ch1—
8 Tol
o olerance
|
=
Q
2]
o Tolerance (%) 3
Open Circuit _C— Open Circuit

Resim 54: VI TESTER Ariza Tespit Ekraninin Tanitiimasi
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ACIK DEVRE - KISA DEVRE

Acik devre; test edilen komponent (nokta) ile sase arasinda baglanmamis yol gibidir; test
terminalleri arasinda sifir akim akmasina ve maksimum gerilim disimine neden olur.

Sifir akim ve maksimum gerilimin grafigi ekranin solundan sagina dogru diz bir yatay cizgi
(Resim 55 Kanal2 acik devre) ile temsil edilmektedir.

VI Tester ekrani ayni ebatlara sahip kiclik karelerle (Resim 55’ te gosterildigi gibi) bolinmistir.
Yatay eksendeki kareler secilen test voltaji hakkinda bilgi verir. Ornegin Test Voltaji 6V secilmis
ise; her bir kare 1V anlamina gelmektedir. Sayfa 38’ de detayl olarak anlatiimistir.

Kisa devre ise (Resim 55 Kanall kisa devre); test terminalleri arasinda maksimum akim akigina
ve sifir gerilim dlstimine neden olur.

Dikey Eksen ise elektronik malzemenin ne kadar akim gektigi hakkinda bilgi verir. Karsilastirma
yapilirken; arizali komponent saglam komponentle ayni voltajda iletime gegmesine ragmen daha

fazla veya daha az akim gekebilir. Bunu kolaylikla dikey eksene bakarak anlayabiliriz.

/Bl FADOSSF1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE

Test:

Kanal 1 -2
| Omatik
1V 2V
v

6
T
Loav

Cok Diisiik Frk.
Dusgiik 2 Frk.

Diigiik 1 Frk.
Test Frk.

Yu k.

Diigiik Orta1
Orta2 | [¥iiksek!
v Karsilagtirma
I~ Kapasite K. Test
™ T.T.T. FET IGBT

Kayit - Test

==

[ VITESTER-ARIZA TESPIT | ENERJI - SICAKLIK TEST

Referans: K1 |
R:0

OSILOSKOP

Tolerans (%) : 3

Kisa Devre - Agik Devre

Resim 55: Kisa Devre Grafigi (Kanal 1) — Acik Devre Grafigi ( Kanal 2)
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Kanall KISA DEVRE Resim 56: Kisa Devre (Kanal 1) — Acik
. Devre ( Kanal 2)

Kanall probuna crocodili (Com) baglarsak;
Kanall ile crocodil arasinda kisa devre

olusur.

Ayrica Kisa devre yaparak hangi probun

Kanall ve Kanal2 oldugunu anlayabiliriz.

"Kanal2 ACIK DEVRE

Voltaj Segimi

FADOSOF1 test voltaj kademeleri; £1V, £3V, 6V, £12V ve £24V’ tur. FADOS9F1 bu test voltaj
araliklarinda elektronik kart Uzerindeki dokunulan noktaya seri direng Uzerinden akimi
sinirlandirilmig sinls sinyali uygulayarak galisir.

VI Test ekrani ayni ebatlardaki karelerle bollinmistiir. Yatay eksendeki kareler voltaj aralidi

hakkinda bilgi verir.

Resim 57: Test Voltaji 1V ise Her Bir Kare 0,5V’ tur | Resim 58: Test Voltaji 3V ise Her Bir Kare 0,5V’ tur
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Resim 60: Test Voltaji 12V ise Her Bir Kare 2V’ tur

Test Voltaji Kare Voltaji
+1V 0,5V
+3V 0,5V
6V 1V

+12V 2V
124V 4V

Resim 61: Test Voltaji 24V ise her bir kare 4V’ tur

Temel Elektronik Komponentlerin Karakteristik VI Grafikleri

Tum VI grafikler bir veya birden fazla temel elektronik komponentlerin birbirlerine parelel veya
seri baglanmasindan olusur. Bu temel elektronik komponentler Direng (Resim 62), Kapasitans
(Resim 63), Indiiktans (Resim 64) ve Diyottur (Resim 65). Elektronik komponentler VI Test

cihazinin test sinyaline farkl tepki verirler.

Elektronik komponentlerin paralel veya seri baglanmasi sonucu olusan devrenin VI grafigi; devre
lizerindeki elektronik komponentlerin VI grafiginden meydana gelir. Ornegin; direng ve
kondansatdrden olusan bir devrenin VI grafigi; direng ve kondansatoriin VI grafiklerinin

birlesmesidir.

Direng VI grafigi her zaman x eksine 0 — 90 derece arasinda diiz bir cizgidir. Kondansator
grafigi elips veya daireseldir. Bobin grafigi elips veya dairseldir; bobini olusturan tellerin direnci
oldugundan grafikte direnc etkisi de gorilir. Yar iletken olan diyotun grafigi birbirine 90

derecelik acl yapan iki veya daha fazla diiz cizgiden olusur.
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Bu temel egdrilerden yola ¢ikarak tim elektronik malzemelerin testi yapilabilinir.

Resim 64: Bobin VI Egrisi Resim 65: Diyot VI Egrisi

PASIF BILESENLER R, L, C (DIRENC, BOBIN, KONDANSATOR) VI GRAFIKLERI
Direncg VI Grafigi

OHM kanuna gore Direng; Voltaj/Akim’dir. Analog Sinyal Analizi testinde direng grafikleri OHM
Kanununun gorselini temsil eder. Resim 66’ da direncin tipik sinyali, esdeger devresi ve
degerlerini gosterir. Dirence uygulanan voltaj miktari yatay eksen boyunca gosterilmistir ve
indiklenen akim ise dikey eksen boyunca gosterilmektedir. Ohm Kanununa gdére Voltaj/Akim
dogrusal oldugundan Direnc grafigi diz bir lineer cizgiden olusmaktadir. Direng grafigi 0 — 90
derece arasinda yatayla acl yapar. Direnc grafiginin edimi; diren¢ degerine gore veya FADOS9F1
cihazindaki akim kademelerine gore degisir. Direng degeri arttikca Voltaj/Akim egrisinin yatay

eksenle yapmis oldugu aci azalir (0 dereceye yakinlasir).

“4uv




Bl FADOSOF1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE e )

- IR TEST

POWER

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Test:

Channel 1 -2

v Automatic

1V 2V

Very Low Fryg.
Low 2 Frq.
Low 1 Frqg.

Test Frq.

Low Med1
Med2 | [High'|

v Comparison
I~ Capacitor Test
I R FETIGBT

Memory Save - Test

[

Tolerance (%) 3

Reference: Ch1—

R:216 K

itors must be

ptied by using a resistor.

Resim 66: Direnc VI Grafigi, Esdeder Devre Semasi ve Deder Olgiimii
(Kanal 1 Kirmizi - Kanal 2 Mavi)

Channell

Channel2

/

100 Ohm
Resistor

>\

Crocodile of Probe

] Com (Crocodile) Probe

Resim 67: 2,2 KQ Direncin Elektronik
Devrede Olgiilmesi, 100 Q luk Direncin

Olgiilmesi

Direncleri devre disinda 6lcerken; probun

krodilini direncin ayadina baglayiniz;

probla da direncin dider bacagina

dokununuz.
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5V [
ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
Reference: Ch1

Resim 68: 10 Q Direnc VI Egrisi Resim 69: 1 KQ Direnc VI Edrisi

ATTENTION: Probe must be at 1X position. Highvoltage capacitors must be emptied by using a resistor. ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

Reference: Ch1

Resim 70: 100 KQ Direng VI Egrisi Resim 71: 1 MQ Direncg VI Egrisi

Dusiik dederli direnclerde dikey eksene yakin grafik olustururlar; bu nedenle disiik degerli
direngleri test ederken Yiiksek Akim Kademesini seginiz. Yiiksek degerli direngler; yatay eksene
yakin grafik olustururlar. Bu nedenle; yiiksek dederli direncleri test ederken Disik Akim
Kademesini segciniz. Direngler reaktif komponent olmadidi igin; voltaj ve frekans kademeleri

direng VI grafiklerini degistirmez.
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Kondansator VI Grafigi

Kondansator enerji depolayan reaktif komponenttir. Bu nedenle VI grafigi direng grafikleri gibi
diiz dogru seklinde degildir. Bir kapasitede gerilim sifir oldugu zaman; akim maksimumdur; akim
sifir oldugunda ise gerilim maksimumdur. Reaktif komponentler voltaj ve akim akisi arasinda faz

farki olusur. Bu durumda kapasitif komponetlerin grafikleri dairesel ya da elips seklindedir.

Elipsin genisligi test edilen kondansatoriin degerine ve FADOS9F1'in test kademlerine gore

degisir. Kondansator analog sinyal grafigi; kapasitif reaktans frekansinin bir fonksiyonu oldugu

icin test frekansi degistigi zaman degisir.

Pf olan kondansatorleri test etmek icin yazihmdan “Low Capacitor” secilir.

. FADOS9F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE

Test:

Channel 1 -2
I Awtomatic
1V 2V

6V
ey
==

POWER - IR TEST

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frg.

v Comparison

VI TESTER

I~ Capacitor Test
™ T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

[

Reference: Ch1

C : 467 uF

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Open Circuit

ptied by using a resistor.

Resim 72: Direnc VI Grafigi, Esdeder Devre Semasi ve Deder Olgiimii

(Kanal 1 Kirmizi - Kanal 2 Mavi)
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Resim 73: Kondansatoriin Elektronik Devrede Olciilmesi ve

Devre Disinda Olgiilmesi

Kondansatorleri devre disinda Olcerken; probun krodilini
kondansatoriin ayagina badlayiniz; probla da kondansatoriin

diger bacagina dokununuz.

Resim 74, 75, 76 ve 77’ de kondansatorler icin Akim / Gerilim (VI) grafigi, esdeder devre semasi

ve dederlerinin gorintdleridir.

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-volta

risi

Resim 76: 1 yuF Kondansator VI Egrisi Resim 77: 2200 uF Kondansator VI Egrisi
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Kondansatorleri desarj ettikten sonra test etmeliyiz. Distik dederli kondansatorleri Diisik Akim
Kademesinde ve yiiksek frekansta test ediniz. Orta dederli kondansatorlerin VI grafigi daireye
yakin elips seklindedir. Yiiksek dederli kondansatorlerin VI grafigi dikey eksende goriillr. Yiksek
degerli kondansatorleri yiiksek akimda test edin. Kondansatér degeri cok yiiksekse frekansi

disdran.

Not: Yiksek kapasiteli kondansatorleri test ederken frekans kademesi distiigl icin grafik
ekrana 1 saniye gecikmeden sonra gorlir. Devre Uzerinde test edilirken grafikte gecikme

meydana gelirse; test edilen hat lizerinde yiksek kapasiteli kondansatdr vardir anlamina gelir.

KONDANSATOR KALITE - BOZUKLUK KONTROLU KAPASITE TEST — RC DEVRELERIN
VI GRAFIKLERI

Kapasite Test

Kondansatér arizasi genelde kondansatoriin sizdirma yapmasindan kaynaklanir, bunun
sonucunda kendisine paralel direng bagliymis gibi davranir. Sizdirma yapan kondansatorlerin

kaliteleri azalir.

FADOSOF1 in kapasite test ozelligi sayesinde sizdirma yapan kondansattr kolaylikla tespit

edilebilinir.

Kondansatorler icin kalite veya bozukluk kontrolt yapilirken, probun aktif ucu kondansatoriin
anot (+) veya katot (-) ucuna, probun sase ucu ise kondansatériin katot (-) veya anot (+)
ucuna baglandiktan sonra test ozellikleri menisiinden “Capacitor Test” tiklanir ve ekranda
linere yakin bir grafik belirir. Grafik yatay eksene (X eksenine) ne kadar yakinsa kondansator o
kadar kalitelidir. Grafik yataya goére fazla acl yapmigsa kondansatoériin kalitesi azalmistir sizdirma
yapmaktadir ve anizalidir. Ozellikle elektrolik kondansatdrler de komponent sizdirmasi yaygindir.
Devre (zerinde ise elektrolik kondansatdriin bir bacagini sokilmesi devreden cikariimasi

anlamina gelir ve Capacitor Test kolaylikla uygulanir.
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Open Circuit

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
e: Ch1 Test: Ch2

QOpen Circuit

Resim 78: Yiiksek Kaliteli Kondansator

RC Devre VI Grafigi

Open Circuit

R C

|

Reference: Ch1—
C:50 yF

Open Circuit

Resim 80: Kondansatér — Direng Paralel Bagli

Resim 81: Kondansatér — Direng Paralel Bagli

Direng ve kondansatdrlerden olusan devrelerin VI grafikleri direng ve kondansatoriin

grafiklerinin birlesmesinden olusur ve RC devrelerin grafikleri eksenlere aci yapar.




Bobin VI Grafigi

Bobinlerin VI grafidi; kondansatorler gibi elips veya daireseldir. Elipsin genisligi test edilen
komponentin dederine ve cihazin test kademelerine baghdir. Teorik olarak saf bobinin grafigi
elips seklindedir fakat bobinini olusturan tellerin direnci nedeniyle elipste egim meydana gelir.
Akim kademeleri elipsin seklini degistirmektedir; voltaj kademlerinin degismesi elipste cok az bir
degisiklik olusturur.

Bobinlerde ariza bulmanin en kolay yolu saglam bobinle ile arizali oldugundan siiphelendiginiz
bobin grafiklerinin birbirleriyle karsilastiriimasidir.

MF degerindeki bobinleri test etmek icin yazilmdan “Low inductor” segilir.

QOpen Circuit

Open Circuit

Resim 82: Bobin VI Grafigi Resim 83: Bobin VI Grafigi
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YARI ILETKENLER

Diyot VI Grafigi

Diyotlar yar iletken elektronik devre elemanlarinin temel yapi tasidir. Bitlin transistorlar, lojik
kapilar, entegreler diyotlarin birlesiminden imal edilmektedir. Diyot N tipi madde ile P tipi
maddenin birlesiminden olusur. Diyotun P kutbuna " Anot ", N kutbuna da " Katot " adi verilir.
Diyot genel anlamda bir yonde akim geciren, diger yonde akim gegirmeyen elektronik devre

elemanidir.

Anod
' Anode Anode
P
N
Cathode Cathode _
Cathode

Resim 84: Diyot Semboli ve Yapisi

Diyota uygulanan voltaj belli bir degeri astiktan sonra diyot iletime gegmektedir. Bunun nedeni
diyotun yapiminda kullanilan maddelerin bilesim ylizeyinde olusan gerilim setidir. Bu voltaj
degerine esik gerilimi denir.

Esik gerilimi germanyumdan yapilan diyotlar icin yaklasik 0,2 - 0,3 V, silisyumdan yapilan
diyotlar icin ise yaklasik 0,6 - 0,7 V degerindedir. Esik gerilimi diyotun calistinldigi sicakliga gore
de bir miktar degisebilir.

Diyota uygulanan voltaj esik geriliminden az ise diyot iletime gegmez ve grafigi acik devre
gibidir; eger uygulanan gerilim esik degerinden fazla ise diyot iletime gecer ve akim iletir.
Akimin iletildigi yere digim noktasi da denilir; bu digim noktasinda yatay eksenden dikey

eksene dogru grafik olusur.
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ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must he emptied by using a resistor.
Reference: Ch1

Open Circuit

Resim 85: Diyot VI Grafigi, Esdeger Devre Semasi, Iletim Voltaj Degeri

Open Circuit

Resim 86: Diyot un Yonu Ters Anot - Katot
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Yar iletken komponentler arizalandiginda genelde direncg gibi davranirlar ve acgik veya kisa devre

de olabilir. Diyotlar yar iletken 6zelligini kaybettiginde kesim bdlgesinde akim akitirlar.
(Resim 87 — Resim 88)

Open Circuit

Open Circuit

Resim 87: Arizali Diyot Grafigi

Resim 88: Arizali Diyot Grafigi

Elektronik komponentler birbirlerine paralel veya seri baglanmasi sonucu olusan yeni devrenin

grafigi; bu devreyi olusturan komponentlerin grafiklerinin birlesmesinden meydana gelir.

Diyota seri bir direng baglandigindan; diyot grafigi digim noktasindan itibaren yatayla aci

yapar. (Resim 89 ve Resim 90)

Reference: Ch1
R1

D1:04V

R1:235K

JE Qpen Circuit

Open Circuit

Resim 89: Diyot — Direnc Seri Bagli

Resim 90: Ters Diyot — Direnc Seri Bagli
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Ornegin Resim 91’ de gériildiigii gibi diyota paralel bir direng ve Resim 92’ de diyota paralel bir
kondansator baglanmistir. Grafiklerde gorildigia gibi dikey eksende diyota paralel baglanan
direng veya kondansator etkisini gorebiliriz. Diyota seri bir direng baglandigindan; diyot grafigi
digim noktasindan itibaren yatayla aci yapar. Bu grafikler elektronik devrelerde oldukca
yaygindir. FADOS9F1’ de voltaj kademelerini degistirerek yani diyotu iletime gegirmeyerek diger

komponentlerin VI grafiklerine odaklanabiliniriz.

pacitors must be emptied by using a resistor.

Resim 91: Diyot — Direng Paralel Bagli Resim 92: Diyot — Kondansatdr Paralel Bagl

Zener Diyot VI Grafigi

Zener diyot, genel olarak P ve N yari iletken malzemelerinden olusan, silikon yapili 6zel bir diyot
cesididir. Asil amaci uclarina uygulanan gerilimi sabit tutmaktir. Bu dogrultuda belirli bir gerilim

degerini asana kadar akim gecgirmezler. Bu gerilime de zener (kirilma) gerilimi adi verilir.

Anode
Anode
\!\ P
N
Cathode l
Cathode

Resim 93: Zener Diyot Semboli ve Yapisi

Devrede dogru polarmal olacak sekilde bagh oldugunda normal diyot gibi calisir. Ancak ters
polarma durumunda zener gerilimi prensibiyle calisir ve bagll oldugu elemana elektriksel

olarak koruma saglar. Bu yiizden zener diyotlar cogunlukla koruma amacli olarak ters baglanir.
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http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/mutlak-sicaklik-ve-super-iletkenler/10229
http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/tek-sarjla-1-hafta-silikon-superkapasitor/10128
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http://www.elektrikport.com/haber-roportaj/elektrik-panolari-ve-uretimi/8817

Open Circuit

Resim 94: Zener Diyot VI Grafigi, Esdeder Devre Semasi ve Iletim Voltaj Degerleri

Zener diyot grafiginde pozitif ve negatife yon olmak lizere iki tane kirlma noktasi vardir. Zener

grafigi entegre devlerde entegreleri (IC) test ederken yaygin olarak gorilir.
TRANSISTOR — TRIAC — TRISTOR — FET — IGBT — OPTOKUPLOR VI Grafigi

Transistor VI Grafigi

Transistorlar NPN veya PNP biciminde vyerlestiriimis Ug¢ yari iletken maddenin bilesiminden
olugsmaktadir. NPN tipi transistorlarin yapisi iki N tipi yari iletken madde arasina ince bir katman
halinde yerlestirilmis P tipi yari iletken beyz maddesinden olugsmaktadir. PNP tipi transistorlerin
yapisi da NPN tipi transistorlar gibidir. Tek fark bu kez P tipi iki yari iletken madde arasina ince
bir tabaka halinde N tipi yari iletken maddenin yerlestirilmis olmasidir.

Uc kutuplu devre elemanlari olan transistorlarin kutuplari; Emiter (E), Beyz (B) ve Kollektor (C)
olarak adlandirilir.

Transistorun esdeger devresinde, Kollektdr - Beyz baglantisi diyot grafigi; Beyz - Emiter grafigi
zener diyot grafigi gibidir. FADOS9F1 i kullanarak transistorlarin iletime gegip gegmedigini

kontrol edebiliriz.
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Ee— N P N —C Ee—1 P N P | —cC

: :

= 44—1—>H: z ﬁec
B B

Ie I~ Ie I¢

Eet— . Es— —*.C
TIEI lIE'
B B

Resim 95: NPN Transistor Sembolili ve Yapisi Resim 96: PNP Transistor Semboli ve Yapisi

FADOS9F1 test Ozellikleri meniisiinden T.T.T FET IGTB segenedini tiklanilirsa yazilm
transistorun tipini N tip veya P tip transistor oldugunu tespit eder. Bunun igin Emiter saseye
baglanilir; problardan bir tanesi transistoru tetiklemek icin Beyz ucuna; dideri ise de transistor
tn iletime gectigini test etmek icin Kolektdr ucuna dokunulur. Beyz kutbu tetiklendigi zaman
Kollektér ve Emiter arasinda direng dederi azalir ve akim gecirir hale gelir. Kollektdr ve Emiter

arasindan gegen akimin miktari Beyz kutbuna uygulanan akimin miktarina baghdir.

Ornegin Emiter ucu saseye baglanilir; Kanal2 (veya Kanall) probuyla transistorun Kollektdr
ucununa dokununuz, diger probla da transistor (in Beyz ucuna dokununuz. Ve akimin Kollektor
tzerinden aktigini goriiliir ve Beyz den tetikleme sinyali alan transistor in Kollektor VI grafiginin
degistigi gordlir. T.T.T FET IGTB secenedi seciliyse (tiklanilirsa) transistor tiirli tespit edilir.
Resim 105 NPN tip transistor in VI grafigine, Resim 124 PNP tip transistor in VI grafigine
ornektir. Kesim bdlgesinde sizdirma olmamasi (tam yatayda olmasi) malzemenin saglamhgini

destekler.
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NPN Tip Transistor VI Grafik Ornekleri

BC850C (SMD) NPN Transistor

MOSFETS

_2‘10\._
D2 G2 =
L

LM2322

e
GROUND

Reference: Ch1

Resim 97: Beyz (+) Emite (-) VI Grafigi Resim 98: Kanall Probu Tarafindan
Base — Emitter Olglilmesi

- - CQMBWA TIONS

‘- 3 5: x’.'%‘@.

TRANSISTORS

Reference: Chi

Circuit

Resim 99: Base (+) Collector (-) VI Grafigi Resim 100: Kanall Probu
Tarafindan Base — Collector
Olgllmesi
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ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

Reference: Ch1 Test: Ch2

Resim 101: Collector (+) Emitter (-) VI Grafigi

COMBINATIONS
° ]

i o

o
a

4148 4K7

Resim 102: Kanall Probu
Tarafindan Collector - Emitter

Olciilmesi
A |
B — = e Ve
£ Nz
) P '
VKH
+__ e N

LB ‘

—_—

Resim 103: Kanall (+), Kanal2 (+), COM (-)

Transistor Test

Resim 104: Transistorun Iletilmesi
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NPN tipi transistorlerde Resim 104’ te gorildigi gibi VBB kaynaginin arti ucu beyz kutbunu
pozitif yiiklerken Vcc kaynaginin eksi ucu ise emiter kutbundaki elektronlari yukar iter. Sikisan
elektronlar beyz tarafindan gekilir. Yani, emiterin iletim bandindaki elektronlar E-B gerilim setini
asarak beyz boélgesine girerler, ancak beyz bdlgesi dar oldugundan emiter boélgesinden gelen
elektronlarin yaklasik %2 si beyz bélgesi tarafindan gekilirken kalan %98 i kollektére geger. Vcc
kaynaginin arti ucu elektronlar kollektdr bolgesine dogru ¢eker ve boylece elektron akisi strekli
hale gelir ve VBB kaynaginin verdigi beyz akimi siirdiikce emiterden kollekttére elektron akisi
devam eder. NPN tipi transistorlerde elektronlar yukari, oyuklar ise asagi dogru gider ve bu
nedenle beyze uygulanan arti sinyal kollektérden emitere dogru akim gegirir denir. Emiter akimi
beyz ve kollektér akimlarinin toplamina esittir.

FADOSOF1' ile transistorii Resim 104’ teki gibi test edebiliriz. Resim 103’ teki gibi kanallardan bir
tanesi Vcc kaynadi; diderini ise Vbb kaynagi olarak kullanabiliiz. COM Probunu saseye
baglayiniz; Kanall ile Collector'e dokununuz Resim 101’ deki gibi grafik gorebilirsiniz veya acik
devre. Kanal2 ile base ucunu tetiklediginiz (dokundugunuz) andan itibaren collector emitter

arasinda akim iletildigini grafikte (Resim 105) gosterilir.

Test:

Channel 1 -2
| Automatic
1V 2V

v

N
[P |
A 1 |

- IR TEST

POWER

Very Low Frqg.
Low 2 Frg.
Low 1 Frq.

[~ Comparison
I~ Capacitor Test
v T.T.T. FET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

[resmrng |

[

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

Reference:

NPN Transistor

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 105: NPN Transistor VI Grafigi, Esdeder Devre Semasi (Kanall Beyz, Kanal2 Collector)
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C546B NPN Transistor

Base (+) Emitter (-)

1-Collector
1 2-Base
23 3-Emitter

Channell Probe
4

Open Circuit

Resim 106 : Kanall Pr_(_)bu Tarafindan Base —
Emitter Olcllmesi

Resim 107: Base (+) Emitter (-) VI Grafigi

Reference: Ch1
D1:07V l

Open Circuit

Base (+) Collector (-)

COM Probe
Channell Probe 4

<

Resim 108: Base (+) Collector (-)VI Grafigi

Resim 109: Kanall Pro__bu Tarafindan Base —
Collector Olglilmesi
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Open Circuit L —

Resim 110: Collector (+) Emitter (-) VI Grafigi

Open Circuit

Collector (+) Emitter (-)

Resim 111: Kanall Prot_n_u Tarafindan Collector
- Emitter Olctilmesi

Base (+) Collector (+) Emitter (-)

Channell Probe
4

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
Reference:

NPN Transistor

Resim 112: Kanall (+), Kanal2 (+), COM (-)
Transistor Test

Resim 113: NPN Transistor VI Grafigi, Esdeger
Devre Semasi (Kanall Collector — Kanal2
Beyz)
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2N3055 NPN Transistor

Test:

Channel 1 -2
[ Aiomatie ]
1V 2V

6V
[
[ —]

—

Bas

M

/

POWER - IR TEST

Very Low Frg.
Low 2 Frg.

Low 1 Frq.
Test Frq.

Base (+) Collector (+) Emitter (-

[

COM Probe 4

[~ Comparison

VI TESTER

[~ Capacitor Test
v T.T.T.FET IGBT

Memory Save - Test

|

Channel1 Probe A

OSCILLOSCOPE

Resim 114: Kanall (+), Kanal2 s
(+), COM (-) Transistor Test

Resim 115: NPN Transistor VI Grafigi, Esdeger Devre
Semas! (Kanall Beyz — Kanal2 Collector)

PNP Tip Transistoriin VI Grafik Ornekleri

BC857C PNP Transistor

MOSFETS

29n
3% 2%

g

-3
2aaasrnrnnn

]
x
1A2AANANRD

o)

»
»
»
»
.
.
»4
-

+

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor,
ence: Chl— Test Ch2

»
Ch Co E4 4
GROUND T

Resim 116: Base (+) Emitter (-) VI Grafigi Resim 117: Kanall Probu Tarafindan Base —
Emitter Olgllmesi
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ATTENTION: Probe must be at 1X position. High voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

Resim 118: Base (+) Collector (-) VI Grafigi Resim 119: Kanall Probu Tarafindan Base —
Collector Olglilmesi

FADOS TEST CIRCUIT BOARD
CAPAGITORS INDUCTORS
OIS ENNION TN IR e @ g |y

L)

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

Resim 120: Collector (+) Emitter (-) Resim 121:ana|1 robu Tarafindan

Collector - Emitter Olciilmesi
C
B I |V
E ) -
T4
Ve
—— e
+
Resim 122: Kanall (+), Kanal2 (+), COM (-) Resim 123: Transistorun Iletilmesi
Transistor Test
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PNP tipi transistorlerde Resim 123’ teki gibi VBB kaynadginin eksi ucu beyz kutbunu negatif
ylklerken Vcc kaynadinin arti ucu da emiter bolgesindeki arti yikli oyuklar yukari iter. Bu
sekilde sikisan arti ylkler beyz tarafindan cekilip buradan kollektér bdlgesine gegerler. Vcc
kaynaginin eksi ucu kollektdr bolgesindeki oyuklari kendine gektiginden dolayr oyuk hareketi
sureklilik kazanir. VBB akimi siirdiikce emiterden kollektore dogru bu hareket stirer. PNP tipi
transistorlerde elektronlar asadi, oyuklar ise yukari dogru gider ve bu nedenle beyze uygulanan
eksi sinyal emiterden kollektére dogru akim gegcirir denir.FADOS9F1’ ile transistor Resim 123’
teki gibi test edebiliriz. Kanallardan bir tanesi Vcc kaynadi; digerini ise Vbb kaynagi olarak
kullanabiliriz (Resim 122). COM Probunu saseye baglayiniz; Kanall ile Collector'e dokununuz
Resim 120’ deki gibi grafik gorebilirsiniz veya acik devre. Kanal2 ile base ucunu tetiklediginiz
(dokundugunuz) andan itibaren collector emitter arasinda akim iletildigini grafikte (Resim 124)

gosterilir.

Test:
Channel 1 -2
1 Automatic
_1v |

v

6
[ |
'z —

POWER - IR TEST

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frqg.

Low Med1
Med2  [THigh'l
I~ Comparison
I~ Capacitor Test
v T.T.T. FET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must he emptied by using a resistor.
Reference:

PNP Transistor

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 124: PNP Transistor VI Grafigi, Esdeder Devre Semasi (Kanall Base — Kanal2 Collector)
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TIP42C PNP Transistor

Test:

Channel 1 -2
I Aiomatie |
1V 2V

(1%
i P
F—7 " —

4

TIP42C

POWER - IR TEST

Very Low Frq. |
Low2Frq. |
Low 1 Frq.

Test Frq.

[

Low Med1
Med2 | [Hightl

I~ Comparison

VI TESTER

[~ Capacitor Test
2 v T.I.T.FET IGBT
Base (+) Collector (+) Emitter (-)

Memory Save - Test

[ Recordog

I

Channell Probe
A

I: Channel2 Probe 4

OSCILLOSCOPE

COM Probe
4

Tolerance (%) 3

Resim 126: PNP Transistor VI Grafigi, Esdeder Devre Semasi

(Kanall Base — Kanal2 Collector)

Resim 125: Kanall (+),
Kanal2 (+), COM (-)
Transistor Test

C556B PNP Transistor

Test:

Channel 1 -2

|

1V v

POWER - IR TEST

i

1-Collector
1 2-Base B
23 3-Emitter Low 1 Frg

Test Frq.

[

[~ Comparison
I~ Capacitor Test
I T.T.T. FET IGBT

Base (+) Collector (+) Emitter (-)

i
i

Channell Probe Memory Save - Test

|

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
Reference:

PNP Transistor

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 127: Kanall (+), Resim 128: PNP Transistor VI Grafigi, Esdeger Devre Semasi
Kanal2 (+), COM (-) (Kanall Collector — Kanal2 Base)

Transistor Test
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MOSFET - FET VI Grafigi

Mosfet) analog ve digital devrelerde sik kullanilan bir alan etkili transistordir. Mosfetler,
transistorler gibi ¢ bacaklidir. Bu bacaklar; G (gate, normal transistoriin base bacagi), S

(source, kaynak) ve D (drain, normal transistoriin kollektor() bacaklaridir.

N kanal JFET transistor: N kanal JFET transistorler iki adet P ve bir adette N maddesinin

birlesiminden meydana gelmistir.

P kanal JFET transistor: P kanal JFET transistorlerin calisma sistemi de N kanal JFET 'lerle

aynidir. Tek farki polarizasyon yoninin ve P - N maddelerinin yerlerinin ters olmasidir.

FET' ler yariiletken malzeme igeren bir kanal ve bunun tam tersi 6zellik gésteren bir yar iletken
malzemeden yapilmis bir bdlgeden (gate) olusur. Gate, diyodu kanalin her iki ucundaki
baglantisi ile bigimlendirir (source ve drain) ve bu diyotlarla test edilebilir. 3 bacakl aktif
elemanlarin testinde her iki prob da kullanilir. Problardan biri tetikleme sinyalini, digeri de iletime
gecmeyi gosterir. iletime gecme gerceklesirse ve test dzellikleri menisiinden T.T.T FET IGTB

secenegini tiklayarak FET — MOSFET" in tipini N tip veya P tip FET oldugunu tespit eder.
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IRF3205 Power Mosfet (N)

TO-220AB

Test:

Channel 1

POWER - IR TEST

Comparison

VI TESTER
|

~ Capacitor Test
~ LLY.FET IGBT

Memory Save - Test

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) [ 3

Resim 129: Kanall Probu
Tarafindan Gate — Source

Olciilmesi

Resim 130: Gate (+) Source (-) VI Grafigi

MOSFET’ lerin giris empedansi ylksek, elektrodlari arasinda ig
kapasitanslari ise ¢ok disiktir. Bu ylizden Resim 130" daki gibi Gate
ile Emitter arasinda kondansator etkisi goérulir. Probla Gate
ucuna dokundugumuz anda kondansatdr sarj olmaya baslar ve
probu kaldirdigimizda ise desarj olmaya baslar. Bu
kondansatoriin sarj ve desarj olmasina goére; yani doluluk
oranina gore Drain — Source testinde asagidaki gibi grafikler

gorulebilinir.
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POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

I~ Comparison
I~ Capacitor Test
| TLT.FET IGBT

itors must be emptied by using a resistor.

Resim 131: Drain (+) Source (-) VI Grafigi

Resim 132: Kanall Pr_qbu Tarafindan Drain
— Source Olgllmesi

Gate — Emitter arasindaki kondansatoriin doluluk oranina gére (sarj olmasinda) Drain (+) ile
Source (-) arasindaki VI grafik Resim 131’ de gdsterilmistir.

POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) [ 3 2:04 ‘

Resim 133: Drain (+) Source (-) VI Grafigi

Resim 134: Kanall Prgbu Tarafindan Drain
— Source Olcllmesi

Gate — Emitter arasindaki kondansatoériin doluluk oranina gére Drain (+) ile Source (-)

arasindaki VI grafik Resim 133’ te gbsterilmistir.

| POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 135: Drain (+) Source (-) VI Grafigi

Resim 136: Kanall Prgbu Tarafindan Drain —
Source Olgtlmesi
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Gate — Emitter arasindaki kondansatériin doluluk oranina goére (desarj olmasinda) Drain (+) ile
Source (-) arasindaki VI grafik Resim 135’ te gosterilmistir.

Test:

Channel 1-2
I Auitomatic |
1v 2v

POWER - IR TEST

i

Very Low Frg.
Low 2 Frq.

[

Low 1 Frg.

[~ Comparison

[~ Capacitor Test

VI TESTER

v, T.I.T. FET IGBT

Memory Save - Test

Resim 137: Kanall (+), Kanal2 (+),
COM (-) Transistor Test

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) [ 3

FETN (G) FETN (D)

Resim 138: P FET VI Grafigi, Esdeder Devre Semasi

P FET

Test:

Channel 1 -2
| Automatic |
1V 2V
6V

[
v

- IR TEST

POWER

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

Test Frq.

[

[~ Comparison
[~ Capacitor Test
v T.T.T.FET IGBT

t
It

Memory Save - Test

]

{

Reference:

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 139: P FET VI Grafigi, Esdeger Devre Semasi
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POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 140: Gate (+) Source (-)
Gate ile Emitter arasinda kondansator etkisi
gorilir. Probla Gate ucuna dokundugumuz
anda kondansator sarj olmaya baslar ve probu
kaldirdigimizda ise desarj olmaya baslar. Bu
kondansatoriin sarj ve desarj olmasina gore;
yani doluluk oranina goére Drain — Source

testinde asadidaki gibi grafikler goriilebilinir.

- IR TEST

POWER

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 141: Drain (+) Source (-)
Gate - Emitter arasindaki kondansatoriin
doluluk oranina goére (sarj olmasinda) Drain
(+) ile Source (-) arasindaki VI grafik

gosterilmigtir.

POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 142: Drain (+) Source (-)
Gate — Emitter arasindaki kondansaétiirtin
doluluk oranina gére Drain (+) ile Source (-)

arasindaki VI grafik gdsterilmigtir.

ors must be emptied by using a resistor.

POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 143: Drain (+) Source (-)

Gate — Emitter arasindaki kondansaotirin

Very Low Frq.
_ low2Frq.

Low1Frg. |

Test Frq. |

doluluk oranina goére (desarj olmasinda) Drain

(+) ile Source (-) arasindaki VI grafik

gosterilmigtir.

ATTENTION: Probe must be at 1X position.
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Test:

Channel 1.2
v

|

POWER - IR TEST
L
[

" Comparison
[” Capacitor Test

VI TESTER
< ‘g

Resim 144: Arizali P Kanal FET

Orneklendirilmistir.

Memory Save - Test

l

Reference: Ch1—

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) | 3

POWER - IR TEST

Low 2 Frg.

{

I~ Comparison

VI TESTER

[~ Capacitor Test
[T FET iGeT
Memory Save - Test

Resim 145: Arizali N Kanal FET

Orneklendirilmistir.

[

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
Reference: Ch1—

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) | 3

IGBT VI Grafigi

Insulated Gate Bipolar Transistor (Izole edilmis kapili, iki kutuplu transistor - IGBT) temel
olarak 3 bacakl bir yari iletken cihazdir. 4 katmandan (P-N-P-N) olusur ve metal oksit yar
iletken (MQOS) ile kontrol edilir. Yalitilmig transistdr de denir. Daha cok gic¢ devreleri icinde
kullanilir. Bu yiizden de giic elektronigi denince akla gelen ilk elemanlardan biridir. Asil gorevi

ise elektronik anahtarlamadir ve bu anahtarlama iglemini hizli ve etkili bir sekilde gerceklestirir.
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Gate

==

N* v iNE
P+ Lj P +

Collector Collector Collector
Gate 4 K J ~

Gate 1
Emitter Emitter Gate J .
N
Emitter P +

é Collector

Resim 146: N tipi IGBT Sematik Sembolii ve Esdeder Devresinin Gosterimi

IXGH 16N170 IGBT

POWER - IR TEST

L

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 147: Gate (+) Emitter (-) VI Grafigi Resim 148: Kanall Probu
Tarafindan Gate — Emitter
Olcgllmesi

IGBT’ lerin giris empedans! yliksek, elektrodlari arasinda i¢ kapasitanslar ise ¢ok distiktir. Bu ylizden
Gate ile Emitter arasinda kondansator etkisi gorilir. Resim 147’ deki gibi. Probla Gate ucuna
dokundugumuz anda kondansator sarj olmaya baslar ve probu kaldirdigimizda ise desarj olmaya
baslar. Bu kondansatériin sarj ve desarj olmasina gore; yani doluluk oranina gére Collector —

Emitter testinde asagidaki gibi grafikler gorilebilinir.
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POWER - IR TEST

Very Low Frg. |
Low2Frg. |
Low1Frq. |
TestFrq.

[

VI TESTER

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High.voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
ce: Chi Ch2

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) [ 3

Resim 149: Collector (+) Emitter (-) VI Grafigi Resim 150: Kanall Probu
Tarafindan Collector — Emitter
Olcllmesi

Gate — Emitter arasindaki kondansatoriin doluluk oranina gore (sarj olmasinda) Collector (+) ile

Emitter (-) arasindaki VI grafik Resim 149’ da gosterilmistir.

POWER - IR TEST
o
r

—VeryLowFrg.
Low 2 Frg.
Low 1 Frg. {

TestFrq.
 HighFra.

_tow | [Medt |

Med2 | [FHIGHN
Comparison

[~ Capacitor Test

v TIT.FET 1GBT

VI TESTER

Memory Save - Test

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) [ 3

Resim 151: Collector (+) Emitter (-) VI Grafig Resim 152: Kanall Probu
Tarafindan Collector — Emitter
Olcgllmesi

Gate — Emitter arasindaki kondansatorin doluluk oranina gére (desarj olmasinda) Collector (+)

ile Emitter (-) arasindaki VI grafik Resim 151’ de gdsterilmistir.
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POWER - IR TEST

VI TESTER

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

Reference: Ch1

u

OSCILLOSCOPE

Resim 153: Collector (+) Emitter (-) VI Grafigi Resim 154: Kanall Probu

Taraﬁndan__CoIIector — Emitter
Olcllmesi

Gate — Emitter arasindaki kondansatdriin doluluk oranina gére (desarj olmasinda) Collector (+)

ile Emitter (-) arasindaki VI grafik Resim 153’ te gosterilmistir.

Not: Voltaj, akim ve frekans kademlerine gore grafiklerin gériiniimiinde degisiklik gosterebilir.
Ornegdin Resim 153’ te Collector (+) Emitter (-) arasi 12V, Test Frekansi ve Diisiik Akimda test
edilmistir.

Resim 151’ de ise Resim 153’ te gdsterilen grafigin 12V, Test Frekansi ve Yiiksek Akimdaki testi
gosterilmigtir.
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POWER - IR TEST

l

VI TESTER

l

itors must be emptied by using a resistor.

OSCILLOSCOPE

Resim 155: Kanall (+), Kanal2
(+), COM (-) IGBT Test

Resim 156: IGBT VI Grafigi, Esdeger Devre Semasi

Not: Analog Sinyal Analizinde ayni noktanin (elektronik malzemenin) farkl voltaj, frekans veya
akim kademelerinde sahip oldugu VI grafikleri 6rneklendiriimeye calisiimistir. VI grafikleri farkli
test kademelerine farkli tepkiler verebilir. Ornegin Yiiksek akimda iletime gecmeyen elektronik
malzeme duglik akimda iletime gegebilir; Duslk akimda iletime gegmeyen elektronik malzeme

yuksek akimda iletime gegebilir. Resim 151 ve Resim 153’ te bu durum &rneklendirilmistir.

Tristor (SCR) VI Grafigi

Tristorlerin yapisi birbirini izleyen P tipi ve N tipi dort yan iletken tabakasindan olusur.
Tristorlerin ¢ bacagindan ikisi, P tipi yari iletken kisimdaki anot, N tipi yar iletken kisimdaki

katot ve digeri de katota yakin olan P tipi yari iletken kisimdan cikarilan Gate bacagidir.

Anode Kol

P

Gate N
Gate~— P

Cathode
N
Cathode Q
Cathode

Resim 157: Tristor Sembolli, Yapisi ve Esdeder Devre Semasi
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BT168G Tristor

Resim 158: Kanall Probu Tarafindan Resim 159: Gate (+) Cathode (-) VI Grafigi
Gate - Cathode Olgllmesi

ATTENTION: Probe must be at 1X position. Highvoltage capacitors must be emptied by using a resistor,

Ope

Resim 160: Kanall Probu Tarafindan Resim 161: Gate (+) Anode (-) VI Grafigi
Gate - Anode Olgllmesi
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ATTENTION: Probe must be at 1X position, High-voltage capacitors must be emptied by usin,

Resim 162: Kanall Pro_I;Ju Tarafindan
Anode - Cathode Olcllmesi

POWER - IR TEST

14
w
s
n
w
s
>

ATTENTION: Probe must be at 1X position.
Reference: :

OSCILLOSCOPE

Resim 164: Kanall (+), Kanal2 (+), Resim 165: Tristor VI Grafigi Esdeder Devre Semasi
COM (-) Tristdr Test

Triyak VI Grafigi

Triyak, N kapili ve P kapili iki adet tristoriin ters paralel baglanmasi ile meydane gelmis
alternatif akimda ve her iki yébnde akim geciren yari iletken bir devre elemanidir. Tristorlin
daha gelismis yapisina sahip. Triyakta tristor gibi glic elektronigi devrelerinde kullanilan

elektronik devre elemanidir.

A1l (Anot 1), A2 (Anot 2) ve Gate olmak lzere 3 bacada sahiptir. Triyaklar DC ve AC gerilimlerde
calisabilir.
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Anode2

Anode2 Anode2 ode

P L]

_I_

N SCR SCR %

Ya ”
Gate * - —
« Gate Gateo
Anodel
Anodel
L+ ]

Anodel

Resim 166: Triyak Sembolii, Yapisi ve Esdeder Devre Semasi

POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Test:

2

Tolerance (%) [ 3

Channel 1

Very Low Frg. |
Low2Frg.

Resim 167: Kanall Pr_(_)bu Tarafindan
Gate - Anodel Olgulmesi

TRIAC
A2

!

| POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 169: Kanall Prgbu Tarafindan
Gate — Anode2 Olgilmesi

Resim 170: Gate (+) Anode2 (-) VI Grafigi

75




POWER - IR TEST

Very Low Frq.
Low2Frg. |

__LowlFrg. |
Test Frq.

Low | [ Medi
I~ Comparison

Capacitor Test
v TLLFET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

Resim 171: Kanall Prolgu Tarafindan
Anode2 — Anodel Olgilmesi

OSCILLOSCOPE

Test:

Channel 1-2
1 Automatic ]
1V 2V

v

POWER - IR TEST

I

Very Low Frq.
Low 2 Frg.
Low 1 Frq.

Test Frq.

l

[~ Comparison
[~ Capacitor Test
v T.T.T.FET IGBT

VI TESTER
Er
18

Memory Save - Test

(

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) | 3

Resim 173: Kanall (+), Kanal2 Resim 174: Triyak VI Grafigi Esdeger Devre Semasi
(+), COM (-) Triyak Test

Optokuplor VI Grafigi

Optokuplorler, birbiri ile optik baglantili 1sin verici ve foto alicidan olusan, elektriksel bir baglanti
olmadan dlsuk gerilimlerle, yiksek gerilim ve akimlari kontrol edebilen ve iki devrenin
elektriksel ~ olarak izolasyonunu (yalitimasinl)  sadlayan, bir  devre  elemanidr.
Optokuplérlerin goérevi, iki devreyi birbirinden fiziksel olarak ayirmak, yani elektriksel olarak
yalitmaktir. Ornek verecek olursak, 12 voltluk ve 220 voltluk gerilimin kullanildigi devrelerde, bu

gerilimleri ayr tutmak icin  optokuplérler  kullaniir.  Bdylece optokuplérler sayesinde,
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farkll akimlar ayni  devrede birbirinden izole edilerek glvenli bir gekilde akar ve

devre sorunsuz bir sekilde caligir.

Transistor, triyak, mosfet, tristdr, ttl, lojik, cmos vb. farkh cesitleri vardir darlington, paralel
baglanti vb. Bazilarinda tetikleme uglari ekstra olarak vardir harici 6zel durumlarda kullanmak
icin gerekebilir. Ornek PC817 4 bacadi vardir, iki led icin diger ikisi transistor kollektér ve emiter

uclari icin beyz ucu yoktur; 4N25 de ise 6 bacaklidir ve beyz ucu vardir.

PC817 Optocoupler 4N25 Optocoupler

@ @
o5

A [1] [6]8
62}Z [5]c

NC [3] [4]E

Anode II} (6 B Anode [1| 6 |B
Cathode [2 ) [5]C || Cathode E}\J iEC

e
NC [3] K:ZIE NC [2 ]

W N =
| A O 5 |

Anode [T } [5] Gate
Cathode [Z] x I %El Ancde
NC E Il Cathoda

e | | LA FL [ [ [ [ [
ANODE [2 | [ 7] Ve v k\.a‘ V \f

i ft ft i

L EY [6lvo ||| P 6 o e
Anode [1 | 6 1B =
} o {siow | | T T T 19 7 14
Cathode [ZH™ [5]C
NC [2] [T]E P E &
AN S S 1

ufhr T 4ot tos VAl
r 4 Vo } \\Eg >
S e L fost [T 7 I

Resim: 175 Optokuplér Sembolii ve Esdeder Devre Semasi
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TLP521-1 TLP521-2
1 E] 04 10 ;]
20 03 20 a7
1: Anode 30 6
2 : Cathode = ti;
3 : Emitter 40 15
4 : Collector
1, 3: Anode
2, 4 : Cathode
5, 7 : Emitter
6, 8 : Collector

TLP521-4
10 {116
=1
20 015
30 {114
Exd
4[] 113
50 012
121
60 o1
70 {110
Eadd
80 Oo
1,3,5,7 : Anode
2,4,6,8 : Cathode

9, 11, 13, 15 : Emitter
10, 12, 14, 16: Collector

Resim 176: TLP521 - X Optokuplor
Esdeger Devre Semasi

Resim 177: TLP521 -1, TLP521 -2, TLP521 - 4
Optokupldr

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
Reference: Ch1—

Open Circuit _C—

Resim 178: TLP521 - 1 Test Kanal2
(Anode) — COM (Cathode)

Resim 179: TLP521 - 1 Test Kanal2 (Anode) — COM
(Cathode) VI Grafigi
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Open Circuit

Resim 180: TLP521 - 1 Test Kanall Resim 181: TLP521 - 1 Test Kanall (Collector) — COM
(Collector) — COM (Emitter) (Emitter) VI Grafigi

)
[2]
2
2

& = Q
™

" 6Gr2

[ev]
[2Fe
[wed2

-
(9]

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
Reference:

Darl. NPN Transistor

Darl.NPN (C) Darl.NPN (B)

Resim 182: TLP521 - 1 Test Kanall Resim 183: TLP521 — 1 Optokuplor VI Grafigi
(Collector) — COM (Emitter), Kanal2
(Anode) — COM (Cathode)

Not: TLP521 — 2 Optokupléri 2 tane TLP521 — 1 Optokuplér; TLP521 — 4 Optokupléri 4 tane
TLP521 — 1 Optokuplér igerir. Datasheet'i inceledikten sonra ayni gbrevi yapan ayni isme sahip
pinler kendi aralarinda karsilastirilarak test edilir.
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Test:

Channel 1-2

|

- IR TEST

:
:

Vv 2V

POWER

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

[

Test Frq.

H

Low Med1

it

[~ Comparison
[~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT

ie

Memory Save - Test

—_—
w ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
8 Reference: Ch1— Test:

[ 8]
w
(o]
-
=
(5]
w
(@] Tolerance (%) 3
Aktif Nokta N

Resim 184: Optokuplér VI Grafigi

5\\@5 Not: Resim 185te IS181GB optokuplér’ Gn
soldaki  devre lizerindeki VI  grafigi

gosterilmektedir.  Devre  Uzerindeki VO3
optokuploriine R21’ deki direng (zerinden

sinyal uygulanir (Kanal 2); optokuplorin

iletime gecmesini D11 (led) diyoduyla

GND

anlayabiliriz. Kanal 1 ile’ de D11 diyodunun

Katot ucuna dokunarak; Led’ in iletime gegip

gecmedigini  kontrol ederiz. Led iletime

gegiyorsa optokupldr saglamdir.

Resim 185: IS181GB Optokuplér Devresi
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ENTEGRELI DEVRELER (ICs — SMD ENTEGRELER) TESTI

Entegreler yari iletken komponentlerden olusur ve tim bacaklarinda koruma maksath zener
diyotlar veya diyotlar bulunur. Bu nedenle entegreler test edildiklerinde VI grafikleri zener diyot
veya diyotlarinkine benzemektedir. Entegrenin Vcc pini grafigi diyot ve kondansatoriin paralel

baglanmasindan olusan VI grafigi gibidir; GND pininde ise kisa devre grafigi gorilir.

Entegreleri devrede test ederken; entegre pinleri devredeki diger komponentlere bagh oldugu
icin; IC pinlerinin grafikleri zener diyoda (veya diyoda) paralel veya seri baglanmis
komponetlerin olusuturdugu grafikler gibi gorilebilinir. Devre disinda bir entegre testi yaparken;
IC nin Vcc ile GND pinini kendi arasinda kisa devre yapilmasi tavsiye edilir, Crocodile probu GND
pinine baglanir ve probla IC nin pinlerine dokunularak test yapilir. Entegrenin pinlerinde zener
veya diyotlarin sahip oldugu grafiklere sahip degilse entegrenin pini zarar gérmustiir ve entegre

(IC) arizalanmistir.

Lojik (Digital) entegreleri birden fazla ayni tlirden komponent igerir. Birden fazla pine sahip
olmalarina ragmen birkag farkli VI grafigi vardir. Dijital entegrelerin datashetlerine bakarak
birbirleriyle ayni cikisi veren veya ayni girise sahip pinleri (ayni gbrevi yapan ayni isme sahip

pinleri) kendi aralarinda karsilastirilarak test edilir.

Ornegin 74LS02 entegresinin datasheetini incelersek;

4
Y3l 4 | ¥Vee
1Al 2 ] 13| 4y
6l 3 H 12 | 4B
2Y) 4 1l j4A
251 5 L 10 | 3Y
28 —ﬁ—-l 3 |38
GND| 7 - 4 ]3A

Resim 186: 74L.S02 Pin Konfiglrasyonu
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74LS02 entegresi 4 tane 2 girisi pozitif olan NOR kapisindan olusmaktadir. Entegrenin
datasheetini incelersek giris, cikis, Vcc(glic) ve ground olmak Uzere 4 farkh baglanti vardir. 2
giris ( A ve B pinleri), 1 cikis (Y pini) tan olusan 4 tane NOR kapisi mevcuttur. Pin
2,3,5,6,8,9,11,12 giris pinleridir ve VI grafikleri birbirleriyle ayni olmalidir. Pin 1, 3, 10 ve 13
cikis pinleridir ve VI grafikleri birbirleriyle ayni olmalidir. Pin 14 Vcc , Pin7 ise GND dir. Ayni

grafige sahip pinleri kendi aralarinda karsilastirarak arizali pini kolaylikla bulabiliriz.

74LS02 entegresinin sahip oldugu VI grafikleri asagidadir. Entegreleri devre disinda test ederken
probun crocodilini Ground pinine baglayiniz; ayni zamanda Ground ile Vcc pini arasinda kisa
devre yaparak da crocodili baglayabilirsiniz. Asagidaki orneklerde Vcc pini ile GND pini kisa

devre yapilmistir.

Diff.: %0 Harmonious

Resim 187: 74LS02 Input VI Grafigi Resim 188: 74LS02 Input VI Grafiginin Kendi
Aralarinda Karsilastiriimasi
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Harmonious
g a resistor. e g a resistor.

Open Circuit

Resim 189: 74LS02 Output VI Grafigi Resim 190: 74LS02 Output VI Grafiginin Kendi
Aralarinda Karsilastiriimasi

Analog entegreler; genellikle “op amp” diye adlandinlir. Her bir pininde farkh bir VI grafigi
gorebiliriz. Bunun nedeni entegrerenin mimarisi ve bu mimariyi olusturan komponentlerin
birbirlerine baglanmasidir. Digital entegrelerin testinde oldugu gibi analog entegrelerde de ayni

gdrevi yapan ayni isme sahip pinlerin VI grafikleri ayni olmalidir.

Ornegin ULN2003 analog entegresinin datasheetini incelersek 7 tane girise (1,2,3,4,5,6,7
pinleri) ve 7 tane c¢ikisa (10,11,12,13,14,15,16 pinleri) sahip oldugu goriliir. Giris ve cikislar
kendi aralarinda ayni VI karakteristik egrisine sahip olmalidir. Ayni gérevi yapan ayni isme sahip

pinler kendi aralarinda karsilagtirilarak test edilirler.

IN 1 16 OUT 1
IN 2 15 OuUT 2
IN 3 14 OUT 3
IN &4 13 0UT 4
IN 5 12 OUT §
IN & 11 OUT &
IN 7 10 ouUT 7
GND g COMMON FREE

WHEELING DIODES

Resim 191: ULN2003 Pin Konfiglirasyonu
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iff.: %0  Harmonious K
ust be at 1X position. High volt

Resim 192: ULN2003 Input VI
Grafigi

Resim 193: ULN2003 Input VI
Grafiginin Kendi Aralarinda
Karsilastirlmasi (Saglam Pin)

Resim 194: ULN2003 Input VI
Grafiginin Kendi Aralarinda
Karsilastirimasi (Arizali Pin)

Resim 195: ULN2003 Output
VI Grafigi

Resim 196: ULN2003 Output
VI Grafiginin Kendi Aralarinda
Karsilastirilmasi (Saglam Pin)

Resim 197: ULN2003 Output
VI Grafiginin Kendi Aralarinda
Karsilagtirimasi (Arizal Pin)

[}

e

ouT A =4
z ia"j
A ST

7 oute
LS

— +IH B

Resim 198: LM732 2MA Pin Konfiglirasyonu

LM732 2Ma 2 tane cikisa sahip bir opamptir. Entegrenin i¢ yapisinda 2 tane opamp mevcuttur.

Bu iki opambi kendi arasinda karsilastirabiliriz. Yani Pin 2 ile Pin 6(evirmeyen — non inverting);

Pin 3 ile Pin 5 (eviren — inverting) ve Pin 1 ile Pin 7 (gikig) yi kendi aralarinda karsilastirabiliriz.
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Test: Test
= X Channel 1 =
£ Com— i
x 1v 2v x
5 6V | %
[
=
3 —— 3
'S o
Very Low Frq. |

Low 2 Frq.

Low 1 Frq.

TestFrq.
4 ©
o tow | [Medi] b Low | [Medi |
b e o | e
w w
- Comparison - Comparison
= Capacitor Test = Capacitor Test

LY. FET IGBT T.T.T. FET IGBT
Memory Save - Test Memory Save - Test

w W
o [}
(%} O
173 173
g o
3 3
£ 8
o Tols % 3 o Tols %) 3

Resim 199: LM732 2MA In (+) VI Grafigi Resim 200: LM732 2MA In (+) VI Grafigi Kendi

Aralarinda Karsilastirlmasi (Saglam Pin)

B B o—
g e —
x x v | v
g g -
R —
z 3 ——
o 'S
Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frg.
_ Testfg.
['4 (14
w E Low Med1
u Ctow | S
& o | -
g 5
w = “ Comparison
& = Capacitor Test
> >
T.LL FET IGBT
Memory Save - Test
w w
o o
o [+}
O Q
g g
o o
8 8
= =
O Q
3 3
o o Tol (] 3

Resim 202: LM732 2MA In (-) VI Grafigi Kendi
Aralarinda Karsilagtirimasi (Arizal Pin)

Tost: Tost:
(i Channel 1 - Channel 1.2
A A
W i Auomatic | @ 1 Awomatic |
& _1v_| R & v | 2Vl
P (1% & ~
B N
= =
° B — o A
__Very Low Frg. Very Low Frq.
__Low2Fs. Low 2 Frg.
— Low 1 Frg. Low 1 Frg
Test Frg. Test Frg.
4 [:4
w Low | [Medi w Low | [Medi
- [=
» Mod2  [FHight » Medz  [THigh'
w w
= “ Comparison = ¥ Comparison
= [~ Capacitor Test = Capacitor Test
[~ TIT.FET IGBT TIT.FET IGBT
Memory Save - Test Memory Save - Test
w w
o o
S o
o o
® 13
o o
1 1
= b=
2 2
o Tol w3 o Tok ™[ 3
- . f V. . . f V. .
Resim 203: LM732 2MA Out VI Grafigi Resim 204: LM732 2MA Out VI Grafigi Kendi

Aralarinda Karsilastirlmasi (Saglam Pin)

Opamlarda ariza bulmanin en iyi yolu; saglamligindan emin oldugunuz opampi , arizali ve arizali
oldugundan stiphelendiginiz opamp ile grafiklerini karsilastirlmasidir. Not: Bazi entegrelerde
imalatgl farklari vardir bu ylzden devre icindeki sinyalleri icin garanti verilemez Ureticilerin
tretim sekilleri benzer olsa da Uretim islemleri degisebilmektedir. Karsilastirma yapmak icin ayni
imalatcinin - entegrelerini  kullanin, farkh imalatcilarin entegreleri farkli sinyal gorintileri

olusturabilir. Sinyal sekillerini bilgisayara kaydetmeniz kolaylik saglayacaktir.
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Regiile Entegreleri

Regiile devre; cikis gerilimi veya akimini belirli bir dederde sabit tutan devre anlamina gelir. Ayni
zamanda "“Reglilasyon devresi” veya"Reguilator” deyimleri de kullanilr.

78XX entegreleri pozitif(+) c¢ikis veren ve regiile devrelerinde kullanilan elektronik elemanlardir.
1 Amper akima dayanabilirler. Regiile amaci ile kullanilirlar demistik yani girig gerilimleri ne
olursa olsun(tabi belli bir degere kadar) sabit pozitif cikis verir. Cikis gerilimleri XX kisminda
yazar. 78 kismi + gerilim cikis verdigi anlamina gelir. Ornegin 7805 entegresi 6-12V arasinda

gerilim uygulandikca sabit 5V cikis verir.

79XX entegreleri ise 78XX entegreleri gibi sabit gerilim verirler ama onlardan farkh olarak 79XX
serisi entegreler negatif(-) cikis verir. Ornegin 7905 serisi entegreler -5V sabit cikis gerilimi verir.
Bu entegreler 3 ayaklidir. Ayaklar IN(giris), GND(sase) ve OUT(clkig) uglarnidir. Giris kismina
uygulanan gerilim XX koduna gore distrilerek cikis ayagindan verilir. Bu entegrelerin giris

ayadina en az gikis gerilimi kadar gerilim uygulanmalidir.

O //gnd in\\ O

78xx 79xx

I I UL
1 23 123
< " #Z 1 TN

in gnd out gnd in out

Resim 205: 78XX ve 79XX Reglile Entegrelerinin Pin
Konfigurasyonlari
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Resim 206: 7809 Input VI

Resim 207 : 7809 Output VI Grafigi
Kanall (Output) — COM (GND)

Open Circuit

ptied by using a resistor.
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Resim 208: 7909 Input VI Grafigi
Kanall (Input) — COM (GND)

Resim 209: 7909 Output VI Grafigi
Kanall (Output) — COM (GND)

ELEKTRONIK DEVRE KOMPONENTLERIN HAFIZAYA KAYDEDILMESI VE HAFIZADAN
KARSILASTIRILMASI

FADOS9F1 Ariza Tespit Cihazi ve PC Osiloskop un 6zelliklerinden bir tanesi de elektronik
devredeki malzemelerin verilerini bilgisayara kayit edebilmesidir. Kayit 6zelliginin kapasitesi

bilgisayarin hard diskinin kapasitesine baglidir.
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B9 Record

I =

o [

{3 Program Files
£ FADOSIF1

=]

| NOD1_R1.dat
NOD2_R2.dat
NOO3_R3.dat
NOD4_R4.dat
NODS_R5.dat
N0OO6_C1.dat
NO07_C2.dat
NO08_C3.dat
N003_C4.dat
NO10_RC1.dat
NO11.dat
NO11_RC2.dat
NO12.dat
NO13.dat
NO14.dat
NO15.dat
NO16.dat
NO17.dat

~Data Base -

Test Board Serial No:

New Folder:-

‘New Point: -

l

I~ Add Number I 1

[~ Increment

Tolerance %: | 3

" Autosave

Save |

Change |
Open: -
[R1
Open |
Cancel |

I~ Add Data Base

New Test Board

New Folder: New Folder satirana yazilan ad ile
bilgisayar hard diskine bir klasor acar.

Open Image: Bilgisayarda kayitli olan devre fotografini
Yazihm ekraninda acar.

New Point: Kaydedilecek verinin adi yazilir, eder bos
birakiirsa yazilm otomatik olarak “N001, N002”
numaralarini dosyaya ekler.

Add Number: Kaydedilecek veriye sayi ekler.
Increment: Kaydedilecek veriye eklenen sayiyi arttirir.
Tolerance %: Kaydedilecek verinin tolerans araligini
belirler.

AutoSave: Kayit edilecek elektronik malzemenin
pinine veya bacagina Kanal1l ile dokunulur ve
beklenilir. Yazihm bir — iki saniye sonra veriye otomatik
olarak kaydeder ve verinin kaydedildigine dair kayit
ses ikazi verir.

Save : Belirtilen ad ile (New point) test noktasinin
grafigini, verilerini belirtilen dosyaya (New Folder)
kaydeder.

Change: Kayith bir test noktasinin grafigini, verilerini
degistirmek icin, kayith test noktasi “Data” dan secilir
ve Kanall ile yeni kayit edilecek test noktasina
dokunulur ve Change tusuna basilarak kayith test
noktasinin verisi degistirilir.

Open : Data’ da segcilen kayitli test verisini agar.
Delete : Data’da secilen test noktasinin verilerini
bilgisayardan siler.

Cancel :Kayit penceresini kapatir.

Data : Kayith verileri gosterir.

Test Board Serial No:

Add Data Base:

New Test Board:

Resim 210: Kayit Penceresi
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Elektronik Komponentin Hafiza Kaydedilmesi

1. Com Probu veya Probun krokodili kartin sasesine (GND referans alinir) baglanir.

2. "Recording” Butonuna basilarak “Record Penceresi” acilir. “New Folder'a”
kaydedilecek klasériin adi yazilarak yeni klasor olusturulur.

3. Eder fotografli kayit yapmak istiyorsak ve kartin fotografi bilgisayarda var ise; “Image
Upload” tiklanarak acgilan pencerede elektronik kartin fotografi segilir. Ag tusuna
basilarak fotograf yazilima yiklenir. VI test ekraninin sag alt kdsesinde devrenin fotografi
acilir. Yazilm otomatik olarak fotografin adini “image” olarak degistirir. Ornegin;
Fotografin adi “Resim.jpg” ,ise yazilm otomatik olarak adini “image.jpg” olarak degistirir
ve klasore “image.jpg” olarak kaydedilir, Kayit Penceresinin Data sinda image.jpg olarak
gorilir. Fotograf lzerindeki yesil renkli butonlar “+",”-" zum igindir. Fotograf lizerindeki
imleci saga sola tiklayarak kart Gzerindeki kayit edilmek istenilen elektronik malzeme
secilir. Bu Ozellik sayesinde hafizadan karsilastirma yaptiginizda; kayith noktanin kart
Uzerindeki yerini gorebileceksiniz.

4. Kaydedilecek noktanin (datanin) adi “New Point” e yazlir, Kanal 1 probuyla kayit
edilecek noktaya dokunulur ve kaydet tusuna basilarak sirayla kayit yapilir. Data kisminda
kayit edilen veri NOO1_X vs seklinde gorulir. (X New Pointe yazilacak verinin adi veya
kodu)

Eger “New Point” e datanin adi yazilmazsa, yazihm otomatik olarak sirasiyla NOO1,
NOO02 vs. seklinde kaydeder.

5. “Say1 Ekle” secilirse, yazihm otomatik olarak veriye sayi ekler ve “Arttir” secenegi

secilmigse yazilim otomatik olarak kayit edilecek komponentte ekledigi sayryl komponenti
kaydettikten sonra arttirir.
Ornegin X adli IC komponentin VI grafigini kaydedelim. “New Point” kismina “X” yazilir;
“Sayi Ekle” ve “Arttir” secenegi secilir. Kanal 1 ile elektronik devredeki X komponentin
bacagina(pinine) dokunulur ve ekranda VI grafik belirlenir. “Save” tusuna tiklanir ve X
komponentin verisi kayit edilir.

6. Bir kayit klasoru icine maksimum 999 veri kaydedilebilinir.

7. “Autosave” secenedi secerek komponentlerin grafiklerini daha hizli bir gsekilde
kaydedebiliriz. Kanall ile kayit edecegimiz komponentin bacagina dokunulur ve bir iki
saniye bekledikten sonra; kayit sesi duyulur ve noktanin VI grafigi otomatik olarak kayit
edilmis olunur.

Not: Kullanici “Autosave” secenegdini kullanirken test ettigi komponete iyice dokunmasi

gerekir. Cunkli yazihm prob komponente dokunduktan sonra birkac saniyede
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komponentin grafigini kaydeder. Kullanici tam olarak grafigiye dokunmamissa; yazilim
grafigi yinede kaydetmeye devam eder. Bu ylizden “Autosave” secenegini kullanirken
dikkatli olmalisiniz.
Kayith verinin degistiriimesi; Data kismindan degistirilecek veri segilir; eger veriye yeni bir
isim vermek istiyorsak Yeni kayita verinin kodu yazilir. Kanal 1 ile yeniden kaydetmek
istedigimiz elektronik malzemeye dokunulur ve “Change” tusuna basilir. Bu sekilde kayitli
veri degistirilir.

Kayith veri silmek igin; data kismindan kayith veri segilir ve “Delete” tusuna tiklanilir.

POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 211: Krokodil Probun Elektronik Resim 212: Recording Butonu Tiklanarak
Kartin Sasesine Baglanmasi (Adim 1) Record Penceresi Agilmasl (Adim 2)
: — :

POWER - IR TEST
POWER - IR TEST

VI TESTER

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

e must be at 1X position. High-voltage capacitors must e emptied by using a resistor.
Test ch2

OSCILLOSCOPE

Resim 213: Elektronik Devrenin Fotografini | Resim 214: Elektronik Devre Fotografinin
FADOS9F1'in Yazihmina Yiklenmesi (Adim Yazilima Yuklenmesi (Adim 4)
3)
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POWER - IR TEST

VI TESTER

OSCILLOSCOPE

Resim 215: Kaydedilecek Komponentin Resim 216: Elektronik Devrenin
Kanal 1 Probuyla Dokunulmasi (Adim 5) Komponentin VI Grafiginin Kaydedilmesi
(Adim 6)

Elektronik Komponentin Hafizadan Karsilastiriimasi

FADOSO9F1’ in test 6zellikleri mentisiinden Kayit Test segenegine tiklayarak Kayit Mendisi agilir.
Devrenin adi veya kodu yazilarak yeni klasér acilir. Kaydedilecek noktanin (datanin) adi “Yeni
Kayit” a yazilir, Kanal 1 probuyla kayit edilecek noktaya dokunulur ve kaydet tusuna basilarak
sirayla kayit yapilir. Eger “Yeni Kayit” a datanin adi yazilmazsa, yazilim otomatik olarak sirasiyla
NOO1, NOO2 vs. seklinde kaydeder. Bir kayit klasorl icine maksimum 999 veri kaydedilebilinir.
Eger “Sayi Ekle” seqilirse, yazihm otomatik olarak veriye sayi ekler ve “Arttir” secenegdi segilmigse
yazilim otomatik olarak sayilari arttirir.

1. “Recording” butonuna tiklanir ve Kayit penceresi acilir. Yeni isimle olusturdugumuz
klasor bulunur. Data’dan kayith veri segilir ve “*Open” Butonuna basilarak agilir.

Kayith komponentin grafikleri ve verileri Kanall’ de gorintilenir. Memory Save Test
mendsunln altinda Test kisminda kag numarali veriyi; point kisminda ise hangi pini test
edecegimizi gosterir.

2. Eder fotografli kayit yapiimissa Sag alt kdsede elektronik kartin fotografi belirlenir. Ve
Test edilecek nokta fotografta goriliir.

3. Com Probu veya Probun krokodili kartin sasesine ( GND referans alinir) baglanir.

4. Kanal 2 probuyla test edilecek noktaya dokunulur. Test edilen nokta kayith verinin
tolerans degerleri icindeyse uyumlu ses tonu duyulur ve probu test ettigimiz noktadan
kaldirdigimizda sonraki nokta otomatik olarak acilir. Test edilen nokta kayith verinin
tolerans dederleri icinde degilse uyumsuz ses tonu duyulur ve probu test ettigimiz
noktadan kaldirdigimizda sonraki noktaya gecis olmaz. Sonraki verilere Kayit Test
Mensiindeki sag taraftaki ok butonuna tiklanilarak gegilir.
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il - Record - O
E New Folder
S T
 l [&c !
| 1S
¢ seo | NewFolae |
H
a New Point

[~ Add Number | 1
I crement
Tolerance % [ 3
n Autosave
[ Autosave Image

Save.

VI TESTER

Image Save

o must be at 1 position. High-voltage capacitors must be empied by using a resistor.

Open '

OSCILLOSCOPE

Resim 217: Krokodil Probun Elektronik

Resim 218: Recording Butonu Tiklanarak

Kartin Sasesine Baglanmasi (Adim 1)

Test

POWER - IR TEST

Record Penceresi Acllmasi (Adim 2)

e
§ Tol [ 3
Resim 219: Kayith Verinin VI Ekranda Resim 220: Kanal 2 Probuyla Test Edilecek
Aclimasi (Adim 3) Komponente Dokunulmasi (Adim 4)

g Channel 1-2_ | = ,E_ o
| = i
g 3| —
e o — Very Low Fig.

Very Low Frg. 7;‘;::434

P T

Tera | B e
[ 4 m ﬁ'n«\-
§ ‘UL:&'\ ;“ ; 7:::;.'1:“
w TestPoint | 2 g - -
§ = B
A e

Resim 221: Hafizadan Karsilastirma Saglam
Komponent (Adim 5)

Resim 222: Olgiilen Veri Kayit Veri ile
Uyumlu ise; Sonraki Verinin Otomatik
Olarak Acilmasi
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Resim 223: Hafizadan Karsilastirma (Arizali
Komponent)

Uyumlu ve uyumsuz noktalar ayri ses ikazi
ile uyan verir. Bu 6zellik sayesinde ekrana

bakmadan hizli bir sekilde test yapmak

Diff.: %25 Disharmon
obe must be at 1X positon. Hi

mumkuinddr.

Not: Elektronik devrelerin test noktalarini sadece Kanal 1 ile kayit edebiliriz. Kayit Mendlsuni
kullanarak kaydedilmis test noktalarini Kanal 1’ e referans olarak acip, Kanal 2’ den arizall

devrenin noktalariyla karsilastirma testi yapabiliriz.

Not: Windows isletim sistemleri kayitli verileri “VirtualStore” klasoriine kaydedebilir. VirtualStore

klasorini;

C:\Users\**(Bilgisayar Adi)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\FADOS9F1\

bulabilirsiniz.

ELEKTRONIK DEVRELERDEKI MALZEMELERIN KARSILASTIRMALI TESTI

Bir elektronik malzeme devre icinde test edildigi zaman devre icindeki diger malzemelerle
paralel veya seri baglanmasindan dolay! karisik bir sinyal Uretir. Analog Sinyal Analizinde (VI
grafiklerinde) yeterli deneyimimiz var ise; grafikleri yorumlayarak arizayi bulabiliriz. Elektronik

kart tamirinde amag kart tizerindeki komponentleri sbkmeden ariza bulmaktir.

FADOSOF1 ile saglam ile arzali elektronik kartlarin VI grafiklerini karsilastinlarak; arizali
elektronik malzeme veya malzemer kisa sure tespit edilebilmektedir. Her iki elektronik kartta

bulunan malzemenin bacaklarina dokunularak karsilastirma yapilir ve aralarindaki fark bulunur.
Iki elektronik karti karsilastirilirken asagidaki maddelere dikkat edilmedir.

1) Test edilecek elektronik kartlarda enerji olmamalidir. Kondansator enerji depolayabilen

bir malzeme oldugu icin desarj edilmelidir. (Ozellikle yiiksek voltajli kondansatorler)

2) Elektronik kartlar birebir ayni olmalidir. (versiyon vs. gibi)
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3) Elektronik karttaki ortak sase (GND) bulunur ve COM prob veya probun crocodili ortak
saseye badlanir. GND IC lerin GND (Vss) pinine bakilarak veya elektrolik kondansatorlerin
Anot bacagindan bulunabilinir. Eger test ettigimiz noktalarda disiik kapasitif grafik
gorliyorsak; sasemiz yanlistir anlamina gelir. Bazi elektronik kartlarda ise birden fazla
GND bulunur; bunun nedeni birbirinden farkh voltaja calisan komponentlerin devrede
bulunmasidir. Kapasitif gurltileri ortadan kaldirmak icin besleme ve GND kisa devre
edilebilinir. Buda ayrica VI egrileri hem GND ye gbére hemde Vcc pinine gore karsilastirma

avantaji saglar.

4) Karsilastirmada 6ncelikle kartin beslemesi; reglile entegreleri test edilir. Beslemesinde

ariza varsa; bu ariza test edilecek tim elektronik malzemelerde gérulir.

Kart lzerinde giris ve gikis konnektorleri karsilastirilir ve fark bulunursa konnektdre bagl

yol izlenilir ve arizall malzeme tespit edilir.

FADOSO9F1 0Ozelliklerinden bir tanesi de karsilastirma yaparken yazilm uyumlu ve
uyumsuz olan grafiklere farkli sesler vermektedir. Bu sayede; slrekli ekrana bakmadan

sadece sese odakli hizli bir sekilde karsilagtirma yapilabilinir.

5) Farkin bulundugu bdlgede hangi komponent arizali oldugunu anlayabilmek icin; farkin
bulundugu noktaya COM probu takilir. Saglam ve arizall kartta bu noktaya bagl
malzemeler kiyaslanir ve arizali malzeme devre Uzerinden sokilmeden tespit edilir.
Istenilirse arizali oldugundan siiphelendiginiz elektronik malzemeyi devreden sékerek de

test yapilabilinir.

6) Tespit edilen arizali komponent degistirildikten sonra tekrar kart lizerinde karsilastirma

testi yapilir.

Eder saglam karta sahip degilsek arizali kartlari kendi aralarinda karsilastirma yaparak arizali
malzeme bulunabilinir. Bazen bir kartta olan ariza diger kartta olmayabilir. Bu sekilde en gok

stiphelendigimiz malzemeleri karsilastirilabilinir ve arizali malzeme bulunabilinir.

Elektronik malzemelerin VI grafikleri farklidir, VI grafiklerde yeterli tecriibe edinildiginde tek bir
arizall kartta da arizall malzeme tespit edilir. Elektronik kartta simetrik devreler varsa kendi
aralarinda test edilebilinir. Devre Uzerinde entegrelerin datasheetlerine bakilarak ayni islevi
goren pinler (giris — ¢ikis pinleri) kendi aralarinda test edilir. Entegre pinlerinde koruma amagl
diyotlar oldugundan diyot veya zener diyot egrilerini gérmemiz lazim. Eger pinlerde kisa devre,

acik devre, direnc veya diyot — zener egrisi bozulmussa entegre arizalidir. Gerekirse entegreyi
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devreden sOkerek, Vcc ve GND pinini kisa devre yaptiktan sonrada pinleri test edilebilinir.

Transistor, FET, IGBT, Tristor gibi 3 bacakl yari iletken malzemeleri iletime gegip gegmedigini

kontrol ederek arizali olup olmadidi anlasilir.
Arizall devre tamir edildikten sonra verilerinin hafizaya kayit edilmesi tavsiye edilir.

FADOSOF1 cihaziyla karsilastirma yapilirken genelde saglam karti Kanal 1’ e ve silipheli bozuk
devreyi Kanal 2’ ye saselerinden baglayarak test edebilirsiniz. Kartin beslemesinden baslayarak
daha sonra giris c¢ikislardan ve siphelenilen yerler kontrol edilerek bire bir kargilastirma yapilir.
Uyumlu ve uyumsuz noktalara verilen seslere gére hizli bir sekilde ekrana bakmadan test yapilir.
Bazen kondansatérlerin sarj — desarj olmasindan kaynakli uyumsuz ses tonu duyulabilinir ama
biraz bekledikten sonra grafik egrisinin kondansatoriin sarj olmasinda dolayr zamanla uyumlu

hale geldigi gordlir.

Kondansatorlerin tolerans araligi fazla oldugu icin; karsilastirma yaparken VI grafiklerde azda
olsa uyumsuzluk gorilebilinir ama grafik detayli incelenilirse grafikteki uyumsuzlugun
kondansatoriin toleransindan kaynaklandigi anlasilir. Besleme devresindeki kondansatérlerin sarj

desarj olmasini engellemek igin Vcc ile GND kisa devre edilebilinir.

96



Test:

Channel 1-2

-
_iv | e
. sv. |
vy ]
[—

- IR TEST

POWER

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

[

[v Comparison

VI TESTER

[~ Capacitor Test
[ T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

|

Diff.: %0 Harmonious

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 224: iki Elektronik Kartin Ayni Andan Karsilastiriimasi

Bu sistemde cok hassas karsilastirma yapilir ve verilen tolerans icindeki degerler uyumiu kabul
edilir. Fakat kiglik farklarda arnzali olup olmadigini belirlemek kullanicinin  tecriibesine

kalmaktadir.
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Test:

Channel 1 -2

v Automatic

1V 2V

- IR TEST

POWER

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

{

Low Med1
Med2 | [THight

v Comparison

VI TESTER

I~ Capacitor Test
[~ T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

BE

Diff.: % 0 Harmonious

OSCILLOSCOPE

Test:

Channel 1-2

v Automatic

1V 2V

- IR TEST

POWER

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

[

v Comparison
[~ Capacitor Test
" LT.T.FET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

[ Recorting |

[

Diff.: % 0 Harmonious

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 226: Karsllagtirmali Test

Entegrelerde genellikle cift ters diyot olur. Bunlara bagli kondansatorler veya direngler olabilir.
Entegre pininde cift ters diyot varsa entegrenin o pini saglam denilebilir. Ozellikle

karsilastirmada tam uyum varsa bu nokta saglamdir.
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Test:

Channel 1-2

v Automatic

1V 2V

- IR TEST

POWER

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

v Comparison

I )
u

[~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

‘l’

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 227: Karsllagtirmali Test — Arizali IC (Kanal 2)

Resim 227’ de dikkat edilmesi gereken 6nemli bir fark, Kanal2 ‘de test edilen entegrenin bir

sinirlandirma diyotunun acgik devre olmasidir.

Test:

Channel 1 -2

- IR TEST

POWER

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.
Test Frq.

{

v Comparison

VI TESTER
=
i

[~ Capacitor Test
[~ T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

=

[

Diff.: % 15 Disharmony

ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 228: Karsilastirmali Test — IC Saglam — Kondansator Agik
Devre

Resim 228’ de dikkat edilmesi gereken énemli bir fark, Kanal 1 ile dlclilen noktadaki entegreye

bagl bir kondansatoriin agik devre olmasidir. Entegre saglam, kondansator arizalidir.
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Test:

Channel 1-2

v Automatic

1V 2v
14
u (VI
=
(o]
o

Very Low Frq.
Low 2 Frq.

- IR TEST

v Comparison
[~ Capacitor Test
" T.TLT. FET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

[Meeoamg 1

[

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) | 3

Resim 229: Karsilagtirmali Test — Arizali IC (Kanal 2)

Resim 229" da dikkat edilmesi gereken 6nemli bir fark, Kanal2 ‘de test edilen entegrenin bir

sinirlandirma diyotunun arizalanarak direng gibi davranmasidir.

Test:

Channel 1-2

|

\'J
6

2V

POWER - IR TEST

§

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

Test Frq.

(

[v Comparison

VI TESTER
=
i

[~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

[eem T

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Resim 230: Karsllagtirmali Test — Arizali IC (Kanal 2)

Resim 230" daki 6rnekte ise Kanal2 deki entegre pininin tahrip goérerek zener diyotunun

bozulmasi érneklendirilmistir.
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3G - 3 FARKLI AYARDAKI GRAFIK GOSTERIMI
FADOS9F1 de farkh ayarlarda 3 farkl grafik olusturulabilinir.

1G butonuna basarak ariza tespit ekraninda 2G yani Gr.1 ve Gr.2 aktif grafik, 3G de ise Gr.1,
Gr.2 Ve Gr.3 olmak lizere ayni anda farkh voltaj, frekans, akim kademelerini secerek

goruntlleyebilirsiniz.

Bu methodla elektronik malzemenin farkh voltaj, frekans ve akim kademelerinde tepkilerini
gorilebilinir. Yani bazen bir elektronik malzemenin grafigi diisik akimda saglam gortinirken;

yuksek akimda ise arizal olarak gorilebilinir.

Ornegdin Resim 231’ de; 1G butonuna bir kere tiklayarak 2G yani VI ekraninda 2 grafik olacagini
secelim. Gr.1' i tiklayarak Voltaj kademesini 6V, Frekans kademesini Test Frekansi, Akim
kademesini ise Duslk Akim olarak belirleyelim. Gr.2" yi tiklayarak Voltaj kademesini 6V, Frekans
kademesini Test Frekansi, Akim kademesini ise Yuksek Akim olarak belirleyelim. Yani Voltaj ve
Frekans kademeleri ayni; fakat akim kademesi farkli olsun. Ekranda gorildigi gibi 2 grafik
belirlenir. Eger karsilastirma segenedi segilirse iki elektronik kartt 2 farkli ayarlarda

karsilastirabiliriz.

Test:

Channel 1
_I Automatic |
1V 2V

POWER - IR TEST

I

Very Low Frqg.
Low 2 Frq.
Low 1 Frqg.

{

I~ Comparison

VI TESTER

[~ Capacitor Test
" T.T.T. FET IGBT

Memory Save - Test

[ Recording |

{

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

Open Circuit

Resim 231: 2G Grafik Ekrani

101




POWER - IR TEST
\
\
\
\

Very Low Frq. |
Low2Frq. |
Low1Frg. |
TestFrq. |
[ WighFrg. |
Low | [Medi |
Modz | [NHIGHN
[~ Comparison
Capacitor Test
T.T.T. FET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

I

12V 0
ATTENTION: Probe must be at 1X position. High-voltage capacitors must be emptied by using a resistor.
Chl— "] Test Ch2

0OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) | 3

Resim 232: 3G Grafik Ekrani

Ornegdin Resim 232’ de; 1G butonuna iki kere tiklayarak 3G yani VI ekraninda 3 grafik olacagini
secelim. Gr.1' i tiklayarak Voltaj kademesini 12V, Frekans kademesini Test Frekansi, Akim
kademesini ise Dusuk Akim olarak belirleyelim. Gr.2" yi tiklayarak Voltaj kademesini 12V,
Frekans kademesini Test Frekansi, Akim kademesini ise Orta Akim olarak belirleyelim. Gr.3" (
tiklayarak Voltaj kademesini 12V, Frekans kademesini Test Frekansi, Akim kademesini ise
Yiksek Akim olarak belirleyelim. Yani Voltaj ve Frekans kademeleri ayni; fakat akim kademesi
farkll olsun. Ekranda gorildigi gibi 3 grafik belirlenir. Eger karsilastirma segenedi segilirse iki

elektronik karti 3 farkli ayarlarda karsilastirabiliriz.

Test:

Channel 1-2
1V 2v |
IV
i —
Very Low Frg.
Low 2 Fry.
Low 1 Frg.
_ TestFrq.

POWER - IR TEST

\

Low | [Medi]|
Med2  [FHiGHN
~ Comparison
Capacitor Test
" T.L.T.FET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

Diff.: %0 Harmonious

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) [ 3

Resim 233: 3G Karsllastirma

Resim 233’ te 3 grafigin farkll ayarlarda karsilastiriimasi ve farkli ayarlardaki tam uyumu

gosterilmektedir.
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Test:

Channel 1 -2
I Automatic |
1V 2V

6V
Y
7 57—

POWER - IR TEST

Very Low Frq.
Low 2 Frq.
Low 1 Frq.

Test Frq.

[

Low Med1
Med2 | [THiGhT
[v Comparison
I~ Capacitor Test
I~ T.L.T. FET IGBT

VI TESTER

Memory Save - Test

(=]

[

OSCILLOSCOPE

Tolerance (%) 3

QOpen Circuit

Resim 234: 3G Karsllastirma

Resim 234’ te 3 grafigin farkl ayarlarda karsilastiriimasi gosterilmektedir. Ornekte gériildiigii
gibi Disuk Akim‘da tam uyum gosteren elektronik malzeme; Orta Akim2 de ise uyumsuzluk

gostermektedir. Bu nedenle test edilen elektronik malzeme arizalidir.
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OSILOSKOP — PROGRAM OZELLIKLERI

Elektriksel isaretlerin 6lgllip degerlendiriimesinde kullanilan aletler icinde en genis 6lglim
olanaklarina sahip olan osiloskop, isaretin dalga seklinin, frekansinin ve genliginin ayni anda
belirlenebilmesini saglar. Dalga seklini grafik olarak ekranda gosterir. Yani elektrik dalga sinyali
cizer. Dalga sinyalinin, frekansini ve genligini de 6grenmemizi saglar. FADOS9F1’ de osiloskop
ozelligi ek ozelliktir; bu nedenle 6lcim frekansi maksimum 400Khz ve Probe 10X konumuna

alinilirsa élcim voltaji 50V’ tur.
FADOS9F1 ayni zamanda Kare Dalga Uretici ve Analog Voltaj Gikisi olarak ta kullanabilinir. Kare
Dalga Sinyal Cikisi ile elektronik karta sinyal uygulanir ve diger kanallar gikis sinyalleri osiloskop

ekraninda gorilebilinir.

Osiloskop ekraninda kullanilacak bitiin kontrol tuglan panelin sol tarafina yerlestirilmistir.

g2 FADOS9F1 FAULT DETECTOR AND OSCILLOSCOPE = = n—

Osciloscope
Osc. Active

Channel 1

Save

i

Synchronous

Channel 1

i

14 1,000
w
'—
Z 1. Channel 2 000
w 2,000
k= Probe X1
= Top Value :2,06 V

Low Value : 0,02V

Point
i Frequency : 1,4 KHz

12 mS

w 2. Channel ATTENTION: Chassis to connect to the point must be isolated or grounded. ADVICE: Use Probe is10X position.
o Analog Output (Channel 2) Design - Help
8 Probe X1
7 i = =
o Top Value : 0,00 V w P ro A= == = T ==
= E SES S e
o o \nkie : SROY . Frequency : [1800-] E & 2 =S
e Point. L8 Sianat INDUSTRIAL PROJECT DESIGN R&D LTD.

Frequency : _ Voltage mV:| 2000 i

www.protarge.com

Resim 235: Osiloskop Ekrani
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Osciloscope
Osc. Active

Channel 1-2

d i

Save

Synchronous

Channel 1

|

1. Channel

Probe X1

L

Top Value : 0,04V
Low Value : 0,03V
Point

Frequency :

Il

. Channel

Probe X1

L

Top Value : 0,02V
Low Value : 0,03V
Point

Frequency :

Osc. Active/Passive: Osiloskop butonu, osiloskobu aktif yapar veya o
anki goruntiyd durdurur ve gorintlyld; kayit butonunu kullanarak

hafizaya kaydeder.
Channel: Sirayla kanal 1, kanal 2 ve her iki kanal secilir.

Manual/Auto: Maniiel ayan secildiginde belirtilen Alt Sinir (mV) ve Ust
Sinir (mV) degerlerinde sinyal yakalar. Otomatik oldugunda sinyal kesildigi

anda son sinyali yakalar.

Save: Osiloskop verilerini kaydeder veya kayith veriyi acar.

Channel 1: Baslangic senkronunun hangi kanaldan olacagini belirler.
Up / Down: Senkronu gikan veya inen kenarda bagslatir.

Probe X1: Probun X1 veya X10 katsayisina gére gerilim dederini ayarlar.

Top and Low Values: Gorintilenen kismindaki en biyik ve en kligik

degerdir.

Point: Hafiza konumunda imlecin dikey hizasindaki gerilim degerini

gosterir.

Frequency: Gelen isaretin frekansini algilayabilirse frekansi gdsterir.

Analog Qutput (Channel 2)

| Passive |

#  Signal

Active / Passive: Butona tiklandiginda Kanal 2’
den kare dalga veya analog cikig Uretir.

Signal / DAC: Kare dalga veya analog gerilim
Frequency : 1000ﬂ olarak segim yapilir.

Voltage mV: 1000ﬂ Frequency: Kare dalga sinyal cikisinin frekansi
belirlenir.

Voltage mV: Kare dalga veya analog cikigin

gerilimi belirlenir.

baslar.

Gerilim Goriintii Hassasiyeti: Gerilim goriintli hassasiyetini ayarlar. Uriinden
alinan veri hassasiyeti degismez. Bir defa veya sirekli basilir. Rakamlar gerilim

degerini gosterir. Rakamlara cift tiklanirsa o kanalin ‘0 V' referansi tiklanan noktadan
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A Sifir Ayari: Gorlintiiniin ‘0 V' noktasinin yerini asagi veya yukari kaydirir. Rakamlar
gerilim degerini gosterir. Rakamlara cift tiklanirsa o kanalin ‘0 V' referansi tiklanan

noktadan bagslar.

-1,000

"f_]ﬁ":'“ Baslangig Ayari: ‘Hafiza’ |'f-'3":'f[ Hiz Ayari: Zaman / B6lim ayardir.
_;J;..j|;| konumundayken verinin .5,|:||:|]f| Ingilizce Time / Division olarak bilinir.
gorintilendigi kisminin baslangig Yatay eksende (zaman ekseni) her kare

noktasini ayarlar. basina dlisen zamani ayarlar.

Cift Kanalll Osiloskop, Kare Dalga Uretici ve Analog Voltaj Cikisi olarak ta kullanabilinir. Kare
Dalga Sinyal Cikisi ile elektronik karta sinyal uygulanir ve diger kanallar ¢ikis sinyalleri osiloskop

ekraninda gorilebilinir.

Osiloskop’ ta sinyal 6lcerken Probun 10X kademesinde kullaniimasi tavsiye edilir. Sasenin izole
veya topraklanmis olmalidir. Probun Krokodili kartin sasesine baglanilir. Problar 10X kademesine
alinir ve yaziimdan Probe X1' e tiklanilarak Probe 10X kademesi segilir. Daha sonra 6lgim
yapmak istedigimiz malzemeye problar araciligiyla dokunulur ve malzemenin gerilimi, frekansi

Olguldr.

Not: 5V (zeri sinyal dlclimlerinde litfen probu 10X kademesinde kullaniniz.
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Osciloscope 5,000 5,000
(Volt)
'_
73]
w
[_
x
1
L
=
o
o
Synchronous
Channel 1 ] ‘[l.[l[l[]‘
Up = [ ,,.
14 1, -1,000
w
‘_
3 1. Channel 2,000
Ll Probe X1 DC
> Top Value :0,00 ¥ S0
Low Value : 0,00 V
g 4, 4,000
Point : 5 1 (AN
— | _ [ D]
requency 5,000
60 80 100 120 140 160 240 mS
2. Channel ATTENTION: Chassis to connect to the point must be isolated or grounded. ADVICE: Use Probe is10X position.
Analog Output (Channel 2) Design - Help
Probe X1
Top Value : 1,66 !’ mm == = T o=m
Low Value : -1,69 V - - N
= - -— - — —
Point ¢ _ = INDUSTRIAL PROJECT DESIGN R&D LTD.
; “ DAC Voltage mV:| 4000 =
ALLLELG = www.protarge.com

Resim 236: Osiloskop Ekrani

DAC — Kare Dalga Uretici

FADOSOF1 Kare Dalga Uretici ve Analog Voltaj Cikisi olarak ta kullanabilinir. Kare Dalga Sinyal
Cikigi ile elektronik karta sinyal uygulanir ve diger kanallar cikis sinyalleri osiloskop ekraninda
gordlebilinir. Kanal2 Probu tarafindan Analog Voltaj Cikisi veya Kare Dalga Sinyal cikisi saglanilir.

Analog Qutput (Channel 2)

| Passive |

«  Signal

_ Voltage mV:| 1000 ﬂ

Resim 237: Analog Sinyal Ve Kare Dalga
Sinyal Cikis Ayari

Frequency : 1000 ﬂ
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Resim 237’ de Analog Sinyal ve Kare Dalga Sinyal Cikisi ayarlari gosterilmistir. Ornegin; Kare
Dalga Sinyal c¢ikisi elde etmek istiyorsak; Signal segilir, Frequency’ den sinyalin frekansi, Voltage
mV tan ise sinyalin voltaji belirlenir. Passive butonuna tiklanilarak Active yapilir; Kanal2
probundan Kare Dalga Sinyal Cikisi Uretiriz. Kanall probunu Kanal2 probuna deddirerek Gretmis

oldugumuz sinyali 6lcebiliriz.

Resim 238" de Kanal2 tarafindan Uretilen Kare Dalga sinyalin Kanall tarafindan olctlmesi

gosterilmektedir.
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Resim 238: Kare Dalga Sinyali

Ornegin; Analog Sinyalin Digital cikisini elde etmek istiyorsak; DAC secilir, Voltage mV tan ise
sinyalin voltaji belirlenir. Passive butonuna tiklanilarak Active yapilir; Kanal2 probu cikis verir.

Kanall probunu Kanal2 probuna deddirerek uretmis oldugumuz sinyali 6lgebiliriz.

108




Osciloscope 5,000
Osc. Active

Channel 1

Recording

i

Synchronous

I

Channel 1 0,000
u,, [
o« Q 1,000
w
-
“« 1. Channel
i 2,000
L Prohe X1 3]
> Top Value : 407V . 3,000
Low Value : 4,00 vV
q 4,000
Point <
— | , [P
requency 5,000
12 m§
2. Channel ATTENTION: Chassis to connect to the point must be isolated or grounded. ADVICE: Use Probe is10X position.
Analog Output (Channel 2) Design - Help
Probe X1

Top Value :0,00 ¥ Retive J N e
E= S =% ===
Low Value : 0,00 ¥ === -

Point

. = DAC Voltage mv:| 4000 =/
Frequency 9 5| www.protarge.com

0SCILLOSCOPE

INDUSTRIAL PROJECT DESIGN R&D LTD.

Resim 239: DAC Sinyali

DIKKAT EDILMESI GEREKEN KONULAR - TAVSIYELER
1. Ariza tespitinde problar 1X konumunda olmalidir.

2. Ariza tespitinde asil olan grafiklerin Gst Uste cakismasidir. Alttaki devre semasi ve
degerleri yardimci unsurlardir. Devre semasindaki degerler 6lciim amach degil, kiyaslama
amacghdir. Kart (zerindeki diger malzemelerden etkilenip, yanlis gdsterme olasiligi

mevcuttur.

3. Ariza tespitinin genelde orta akim seviyesinde test edin. Ihtiya¢c oldugunda (Yiiksek

degerli direng veya disiik dederli kondansatdrde) diisiik akim seviyesine gegciniz.

4. Osiloskop kisminda probun 1X konumu 5V, 10X konumu 50 volta kadar dlcer. Yiksek

gerilimli devreleri 6lgmeniz tavsiye edilmez.

5. Her Urlnlin kalibrasyon ayarlari farkhdir, kalibrasyon dosyasi CD icinde ve program

kurdugunuz klasér de bulabilirsiniz. Liitfen Program CD sini kaybetmeyiniz.

NOT: Kullanma kilavuzunda ekran gériintiileri ingilizce Program’ a aittir.
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HATA KODLARI

1) Run - Time error '339": Bilgisayardaki diger programlar ile FADOS9F1 yaziliminin bazi
dosyalari ortak olabilir. Herhangi bir programi bilgisayardan sildigimizde FADOS9F1'in
kullanmis oldugu dosyada silinebilir. Bu hatayr aldigimizda ‘COMDLG32.0CX" dosyasinin

silindigi anlamina gelir. FADOS9F1 yaziimini bilgisayardan kaldirip tekrar yliklerseniz
‘COMDLG32.0CX' dosyasi da yuklenmis olur.

’ Run-time error ‘339"

Component 'COMDLG32.0CX' or one of its dependencies not correctly
registered: a file is missing or invalid

Resim 240: COMDLG32.0CX

2) Not Connection: FADOS9F1 cihazinin USB badglantisi yapiimadidinda veya driver

ylklenmediginde gordlir. Litfen USB kablosunu kontrol ediniz veya FADOS9F1 driverini
yukleyiniz.

MOT CONMECTION

Tamam

Resim 241: NOT CONNECTION

3) Run - Time error ‘6": Elektronik malzemelerin verilerini fotografli kayit yaptiginizda;

eder yazilma yiklediginiz fotografin ¢oziinlrligi ve boyutu yiliksekse bu hatay
alabilirsiniz.

I Run-tirme error '6':

Overflow ||

8] 4 |

Resim 242: Overflow
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GARANTI KAPSAMI VE SARTLARI
1. Garanti siresi, Urlin teslim tarihinden itibaren bagslar ve 1 yildir.
2. Uriin tamir siiresi 7 is glinud(ir.

3. Uriin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilimasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsami disindadir. Problardan cihaza belirtilen voltaj degerlerinden daha
yuksek gerilim uygulanmasi halinde cihazin icindeki problara bagh seri direngler yanar. Bu
direnclerin yanmasi, yiksek voltajli kondansatorlerin bosaltiimadigi vb kullanim hatasini

belirtir. Bu durum garanti kapsaminin digindadir.

4. Cihaz aliminyum kutunun icindedir ve bu sayede elektronik kart fiziksel zarar gérmez.
Kutunun ve elektronik kartin kirlmasi, 1slanmasi vb. gibi hususlar garanti kapsami

disindadir.

5. Kullanima bagli olarak prob kablolari zarar gorebilir, prob arizalari garanti kapsami
disindadir.

6. Cihaz arizalanirsa lutfen herhangi bir islem yapmadan Prot Ar-Ge Ltd.Sti.'ne gdnderiniz.

ProE

Address: Alaaddinbey Mh. 628. Sok. Elektromekanik is Merkezi No:1/C Niliifer 16000 BURSA - TURKEY
Phone: 00 90 224 223 17 45 Fax: 00 90 224 2217453
export@protarge.com www.protarge.com
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